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ZARZADZENIE NR 18
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o przyrzadach suwmiarkowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o przyrzadach suwmiarkowych, stanowigce zatacznik do
niniejszego zarzadzenia.
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§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ przyrzady suwmiarkowe
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki whasciwego ich stosowania oraz okresy wainosci
dowodéw kontroli metrologicznej. - -

§ 3. Zarzadzenie wchc-:adzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordziriski

Zalgeznik do zarzqdzenia nr 18
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 24)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PRZYRZADACH SUWMIARKOWYCH

Postanowienia ogéine

§ 1. Przepisy dotycza przyrzadéw suwmiarkowych z noniuszem o wartoéci dziatki elementarnej 0,1 mm
lub 0,05 mm albo z przetwornikiem cyfrowym, stosowanych do pomiaru wymiaréw wewnetrznych,
zewngtrznych i mieszanych.

Material, konstrukcja i wykonanie .

§ 2.1. Przyrzady suwmiarkowe powinny by¢ wykonane z materiatu i w spos6b zapewniajacy odpowiednia
sztywnos¢, trwalos¢ oraz odporno$é na korozje.

2. Twardo$¢ powierzchni pomiarowych przyrzadéw suwmiarkowych powinna wynosi¢ co najmniej
52 HRC. Wymaganie to dotyczy badar przy zatwierdzaniu typu.

§ 3. - Rozré2nia sig nastgpujace przyrzady suwmiarkowe przedstawione na rysunkach:
1) suwmiarka jednostronna,
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suwmiarka dwustronna,
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§ 4.

§ 5.1

e

5) wysokodciomierz suwmiarkowy:
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1- prowadmca, 2 - suwak, 3 - szczgka plaskowalcowa, 4 - szezgka plaskokrawedziowa, S - szezgka krawgdziowa
zewngtrzna, 6 - szczgka krawgdziowa wewnetrzna, 7 - rysik, 8 - zacisk, 9 - powierzchnia pomiarowa plaska,

10 - powierzchnia pomiarowa walcowa, 11 - podzialka prowadnicy, 12 - podzialka suwaka, 13 - suwak pomocniczy,
14 - podstawa,

Zakresy pomiarowe i wymiary poszczegélnych typéw przyrzadéw suwmiarkowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/M-53131 Narzedzia pomiarowe. Przyrzady suwmiarkowe.
Dopuszeza sig inne zakresy pomiarowe i wymiary.

Dlugo$¢ podziatki prowadnicy powinna by¢ wigksza od gérnej granicy zakresu pomiarowego co

. najmniej o dlugosé p?dzialki suwaka,

§ 6.
§ 7.

§ 8.

. Szeroko$¢ kresek podziatki prowadnicy i suwaka powinna wynosié od 0,08 mm do 0,2 mm.

. Roznica szerokosci kresek podziatki nie powinna przekracza¢ 0,03 mm. W przyrzadach

suwmiarkowych z noniuszem 0,1 mm dopuszcza si¢ rdznice szerokosci kresek 0,05 mm.

. Kreski podzialek powinny byé wyrazne, proste, o obrzezach prostoliniowych i prostopadte do

powierzchni prowadnicy.

- Wymagania okreélone w ust. 2, 3 i 4 dotycza badan przy zatwierdzaniu typu.
. Cyfry na podzialce powinny by¢ wyrazne,

Prowadnica wysokoéciomierza suwmiarkowego powinna by¢ sztywno potaczona z podstawa.

Ruch suwaka i suwaka pomocniczego wzdhuz prowadnicy powinien by¢ plynny, bez nadmiernych
oporéw, luzéw i zacig, a zacisk powinien unieruchamia¢ go w dowolnym miejscu na prowadnicy.

Suwak i suwak pomocniczy — w polozeniu odpowiadajacym wskazaniu gérnej granicy zakresu
pomiarowego przyrzadéw suwmiarkowych — powinny si¢ znajdowaé calg swoja dlugoscia na
prowadnicy.
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§ 9.

§10.

§11.
§12.

§13.

§14,

§15.

§16. 1.

§17.

Promien zaokraglenia powierzchni pomiarowej walcowej szczeki plaskowalcowej suwmiarki nie
powinien przekraczaé polowy lacznej szerokosci szczek. Wymaganie to dotyczy badad przy
zatwierdzanin typu.

Powierzchnie przyrzadu suwmiarkowego nie powinny mieé wad utrudniajacych prawidlowe jego
stosowanie.
Krawgdzk przyrzadu suwmiarkowego nie powinny byé ostre.

Przyrzad suwmiarkowy powinien by¢ nienamagnesowany. W przypadku stwierdzenia namagneso-
wania nalezy go odmagnesowac.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych powinna by¢ taka, aby warto$é parametru R, nie
przekraczata wartosci:

1) 0,32 um — dla powierzchni pomiarowych plaskich i walcowych,

2) 0,63 pm ~ dla powierzchni pomiarowych plaskich szczek krawedziowych.

Wymaganie to dotyczy badan przy zatwierdzaniu typu.

Oznaczenia

Na przyrzadach suwmiarkowych powinny byé wykonane trwale oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytwércy,
2) numer identyfikacyjny,
3) wymiar nominalny:
a) lacznej szerokosci szczek plaskowalcowych suwmiarki albo
b) szerokosci szczgki plaskokrawedziowej wysokoSciomierza suwmiarkowego.

Charakterystyki metrologiczne

Odchylenie od wymiaru nominalnego szerokosci szczek nie powinno przekraczaé:
1) 40,03 mm - dla Iacznej szerokosci szcz¢k ptaskowalcowych suwmiarki,
2) 10,02 mm - dla szerokosci szczgki ptaskokrawgdziowej wysoko$ciomierza suwmiarkowego.

Odchylenie od plaskoci i prostoliniowo$ci powierzchni pomiarowych przyrzadu suwmiarkowego
nie powinno przekraczaé:

1) 0,01 mm na dlugosci 100 mm - dla przyrzadéw nowych,

2) 0,015 mm na dhugosci 100 mm - dla przyrzadéw uzywanych.

- Odchylenie od plaskosci na obrzezu powierzchni pomiarowej o szerokosci 0,2 mm wzdtuz krawedzi

plaskiej moze przekrac2a¢ w glab materialu wartoéci podane w ust. 1. ‘

Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych plaskich szczek krawedziowych wewnetrz-
nych i tworzacych szczek plaskowalcowych wynosi 0,01 mm oraz 0,02 mm na dlugosci 100 mm dla
pozostalych powierzchni pomiarowych plaskich. Wymaganie to dotyczy tylko bada# przy zatwier-

~ dzaniu typu.

§18.

Bledy wskazan przyrzadéw suwmiarkowych nowych nie powinny przekraczaé granic bledéw
dopuszczalnych podanych w tablicy:
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§19.

§20.1.

§21.1.

Diugosé mierzona Granice bledéw Diugoéé mierzona Granice bledéw
dopuszczalnych dopuszczalnych
mm pm mm Hm
0 50 1100 +160
100 +60 1200 +170
200 +70 1300 +180
300 =30 1400 +190
400 +90 1500 +200
500 +100 1600 +210
600 +110 1700 +220
700 +120 1800 +230
800 +130 1900 +240
900 +140 2000 £250¢
1000 +150 - -
Dia posrednich diugosci mierzonych przyjmuje si¢ granice bledéw dopuszezalnych
ustalone dla mniejszej sasiedniej dtugosci mierzonej.

Bledy wskazan przyrzadéw suwmiarkowych bedacych w uzytkowaniu nie powinny przekraczaé
granic bledéw dopuszczalnych podanych w tablicy:

Dlugoéé mierzona Granice bledéw dopuszczalnych
mm pm
0 =100
250 =150
500 +200
1000 +250
1500 £300
Dla posrednich diugo$ci mierzonych przyjmuje si¢ granice bledéw
dopuszczalnych ustalone dla mniejszej sasiedniej diugosci mierzongj.

Warunki wtasciwego stosowania

Przyrzady suwmiarkowe po uzytkowaniu powinny by¢ oczyszczone i przechowywane w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Suwmiarki z przetwornikiem cyfrowym nalezy chroni¢ przed:

kontaktem z plynami i wysoka wilgotnoscia,

bezposrednim dziataniem promieni stoneczaych.

1) zabrudzeniem,

2)

3) polem magnetycznym,
4)

. Nie

cyfrowym.

Dowody kontroli metrologicznej

dopuszcza si¢ znakowania elektropisakami przyrzadéw suwmiarkowych z przetwornikiem

Dowodem kontroli metrologicznej przyrzadu suwmiarkowego, zgloszonego do uwierzytelnienia na
wniosek zainteresowanego, jest éwiadectwo uwierzytelnienia.

Termin, do ktoérego przyrzad suwmiarkowy zatwierdzonego typu moze byé wprowadzany do obrotu
lub uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 19
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania suwmiarek.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza sig, co nastgpuje:
§ 1. Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania suwmiarek, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodnosci wiasciwosci suwmiarek z wyma-
ganiami przepiséw o przyrzadach suwmiarkowych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 18 Prezesa
Gléwnego Urzedu Miar z dnia 22 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 6, poz. 24).
§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar
Krzysztof Mordzinski
Zalgeznik do zarzgdzenia or 19
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
% dnia 22 marca 1996 r. (poz. 25)
INSTRUKCJA SPRAWDZANIA SUWMIAREK
Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
§ 1. Do sprawdzania suwmiarek potrzebne sa:
1) mikroskop warsztatowy,
2) profilografometr stykowy albo poréwnawcze wzorce chropowatosci powierzchni o wartosci
parametru R, 0,32 um i 0,63 um, ’
3) mikrometr zewngtrzny o zakresie pomiarowym (0 + 25) mm,
4) plytki wzorcowe klasy dokladnosci 2,
5) wkiadki plaskoréwnolegie lub plaskowalcowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-74/M-53103 Narzedzia pomiarowe. Przybory do plytek wzorcowych,
6) uchwyt do plytek wzorcowych, ktéry powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-74/M-53103 Narzedzia pomiarowe. Przybory do plytek wzorcowych,
7) liniat krawedziowy klasy doktadnosci 1,
8) plaska plytka interferencyjna klasy doktadnosci I,
9) plyta pomiarowa klasy doktadnoéci 3 lub linial powierzchniowy,
10) lupa.

Warunki sprawdzania

§ 2.1. Przed sprawdzeniem suwmiarke nalezy przemyé benzyna lub innym rozpuszczalnikiem i wytrze¢ do

sucha czysta Sciereczka.
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. . Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosié¢ (20 + 5) °C.

3. Suwmiarka i przyrzady do jej sprawdzania powinny si¢ znajdowaé¢ w temperaturze okreslonej

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.1.

§ 7.1.

W ust. 2 przez co najmniej 3 godziny przed sprawdzaniem.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie suwmiarki obejmuje: '

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,

3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdmé

1) poprawnosé oznaczen,

2) czy pod wzgledem materiatu, konstrukcji i wykonania suwmiarka odpowiada wymaganiom
przepisoéw o przyrzadach suwmiarkowych,

3) czy czesci suwmiarki nie wykazuja wlasciwosci magnetycznych; czefci namagnesowane nalezy
odmagnesowas.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzié:

1) profilografometrem stykowym albo

2) pordéwnawczymi wzorcami chropowato$ci powierzchni, poréwnujac sprawdzane powierzchnie
z powierzchnig wzorca chropowatosci; poréwnan mozna dokonaé za pomoca lupy.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie odchylenia od wymiaru nominalnego taczne] szerokos$ci szczek
ptaskowalcowych i promienia ich zaokraglenia

1.aczng szeroko$¢ g szczek plaskowalcowych nalezy sprawdzié za pomoca mikrometru, mierzac — po
catkowitym dosunigcin szczgki suwaka do szczeki prowadnicy - odlegloéé powierzchni
pomiarowych walcowych w osiowym przekroju AB koficowek szczek wzdhuz catej ich dlugosci, jak
pokazano na rysunku;

Bledem lgcznej szerokosci szczgk plaskowalcowych jest najwigksza réznica miedzy wskazaniem
mikrometrn a taczna szerokos$cia nominalng szczek.

W celu sprawdzenia, czy promiefi » zaokraglenia powierzchni pomiarowych walcowych szczek nie
przekracza polowy szerokosci g, nalezy zmierzyé odleglo$¢ g, powierzchni pomiarowych
walcowych w kilku przekrojach katowych wzgledem przekroju 4B, jak pokazano w § 6 na rysunku.

Pomiaréw odleglosci g, nalezy dokonaé¢ za pomoca mikrometru w spos6b podany w § 6 ust. 1.
W zadnym miejscu powierzchni walcowych odlegloéé g, nie powinna przekraczaé tacznej szero-
kosci g.
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§ 8.1,

§ 9.

§10.1.

2.

Sprawdzanie odchylenia od ptaskoéci i prostoliniowoéci powierzchni pomiarowych

Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych plaskich nalezy sprawdzié za pomoca liniatu
krawedziowego, obserwujac szczeling §wietlng.

. Szeroko$é szczeliny s$wietlnej nalezy ocenié wzrokowo poprzez pordwnanie ze szczelinami

WZOTrcowymi.

. Szczeliny wzorcowe mozna otrzymaé przywierajac do plaskiej phytki interferehcyjnéj plytki

wzorcowe, z ktérych dwie kraficowe 4 maja t¢ sama dlugos¢ L, a plytki srodkowe B,, B, i B; maja
dlugosci mniejsze od A stopniowo o dlugoé¢ S jak pokazano na rysunku:

A

1 /
B, B, B; 4 =

Yy f
DADBAR AR AT TS Jo o 6 16 26 35 P
DADDBADR G DRI A DI 1 1

Prostoliniowos¢ szczgk krawgdziowych oraz tworzacych powierzchni pomiarowych walcowych
nalezy sprawdzié za pomoca plytki wzorcowej o dlugosci nominalnej 12 mm - jezeli dlugosc
sprawdzanych powierzchni walcowych nie przekracza 30 mm — obserwujac szczeling $wietlna, jak
opisano w § 8 ust. 2-3. Jezeli dlugos¢ ta jest wigksza, zamiast plytki wzorcowe) nalezy zastosowac
wkladke plaskoréwnolegta lub plaskowalcows.

Sprawdzanie odchylenia od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych plaskich

Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych ptaskich szczgk do pomiaréw zewnetrznych
nalezy sprawdzi¢ za pomoca plytek wzorcowych w co najmniej trzech potozeniach suwaka w calym
zakresie pomiarowym, przy czym nalezy za pomoca mikroskopu warsztatowego odczytaé wskazania
suwmiarki dla dwéch polozefi a i b plytki, pokazanych na rysunku:

N (L

0 1 p)
|HII| "|||=II.I'|,!|I|£'I!||{11||

a R SR — -

Odchyleniem od réwnoleglo$ci powierzchni pomiarowych plaskich szezek do pomiaréw
zewnetrznych w sprawdzanym pofozenin suwaka jest najwigksza z otrzymanych réznic wskazan
suwmiarki.
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§11.1.

§12.1.

§13.1.

2.

3.

Odchylenie od réwnoleglo$ci powierzehni pomiarowych plaskich szcz¢k krawgdziowych oraz
tworzacych powierzchni pomiarowych szczek ptaskowalcowych do pomiaréw wewnetrznych nalezy
sprawdzié za pomoca mikrometru w jednym polozeniu suwaka, umieszczajac plytke wzorcowa
miedzy powierzchniami pomiarowymi plaskimi szczgk przeciwleglych.

Odchyleniem od réwnolegloéci powierzchni pomiarowych plaskich szczgk krawgdziowych oraz
tworzacych powierzchni pomiarowych szczek plaskowalcowych do pomiaréw wewnetrzaych jest
najwigksza réznica wskazan mikrometru, otrzymana w wyniku pomiaru sprawdzanych odlegloéci na
catej ich diugosci pomiarowe;.

Wyznaczanie bledéw wskazan

Bledy wskazah suwmiarki nalezy wyznaczyé przy pomiarach zewngtrznych, wewngtrznych
i glebokosci. .

. Sprawdzenia nalezy dokonaé co najmniej w trzech punktach réwnomiernie rozlozonych w calym

zakresie pomiarowym suwmiarki, jak réwniez w catym zakresie noniusza.

. Bledy wskazan nalezy wyznaczyé za pomocy, plytek wzorcowych. Przykiad doboru diugosci plytek

wzorcowych podano w tablicy:

Wymiary plytek wzorcowych
Zakres pomiarowy suwmiarki zastosowanych do wyznaczania bigdéw
wskazaft suwmiarek

od 0 do 135 21,3 71,6 126,9
od 0 do 315 71,2 151,6 231,9 300

od 0 do 1000 151,2 301,4 451,6
: 601,8 751,9 900

Bledy wskazan suwmiarki przy pomiarach zewnetrznych nalezy wyznaczy¢ dokonujac pomiaru
plytek wzorcowych za pomoca sprawdzanej suwmiarki. Pomiaréw nalezy dokonaé dla dwoch
polozen a i b tej samej phytki, jak pokazano na rysunku:

G+ 250mm

0|||n| wily

Bledem wskazania suwmiarki w danym punkcie pomiarowym jest wigksza réznica miedzy
wskazaniem suwmiarki a dlugo$cia nominalng plytki dla polozen a i b.

Bledem wskazania suwmiarki jest najwigksza z uzyskanych réznic wskazan w calym zakresie
pomiarowym.
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§14. Bledy wskazah suwmiarki przy pomiarach wewnetrznych nalezy wyznaczyé jednym z podanych
sposobow:

1) za pomoca plytek wzorcowych i wkladek plaskoréwnoleglych, zamocowanych w uchwycie do
plytek wzorcowych, jak przedstawia rysunek:

.

[—
oﬁ\

||||q| L l}x“'”".

2) mierzac suwmiarkg rozstawienie powierzchni pomiarowych mikrometru, jak pokazano na
rysunku w § 13; bledem wskazania suwmiarki jest wigksza réznica dia polozen ¢ i d miedzy
wskazaniami suwmiarki a wymiarem ustawionym na mikrometrze.

§15. Bledy wskazah suwmiarki przy pomiarach glebokosci nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek
wzorcowych i plyty pomiarowej, mierzac dwie plytki wzorcowe o tych samych dlugosciach
nominalnych, ustawione na plycie pomiarowej lub liniale powierzchniowym, jak pokazano na
rysunku:
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Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
§16. Wryniki sprawdzenia suwmiarki nalezy odnotowa¢ w zapisce sprawdzania. Zapiska sprawdzenia
powinna zawiera¢ co najmnie;j:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) odchylenia od plaskosci powierzchni pomiarowych,
5) bledy wskazan,
6) datg sprawdzenia,
7) nazwisko sprawdzajacego.
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ZARZADZENIE NR 20
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania gligbokoSciomierzy suwmiarkowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania glg¢bokosciomierzy suwmiarkowych, zwanych dale)
»~Zlebokosciomierzami”, stanowiaca zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci glgbokosciomierzy
suwmiarkowych z wymaganiami przepiséw o przyrzadach suwmiarkowych, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 18 Prezesa Glownego Urzedu Miar z dnia 22 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 6, poz. 24).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 20
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 26)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA GLEBOKOSCIOMIERZY
SUWMIARKOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
§ 1. Do sprawdzania glebokosciomierzy potrzebne s:
1) mikroskop warsztatowy,
2) profilografometr lub porébwnawczy wzorzec chropowatosci powierzchni o wartosci parametru
R, =032 pm,
3) linial krawedziowy klasy dokladnosci 0,
4) phytki wzorcowe klasy doktadnosci 2,
5) plyta pomiarowa klasy doktadnosci 0,
6) plaska plytka interferencyijna,
7)  lupa.

Warunki sprawdzania

§ 2.1. Przed sprawdzeniem gigbokoSciomierz nalezy przemyé w benzynie lub innym rozpuszczalniku

i wytrze¢ do sucha czystg $ciereczka.
2. Glgbokosciomierz powinien by¢ sprawdzany w temperaturze (20 + 5) °C.

3. Glgbokosciomierz i przyrzady do jego sprawdzania powinny znajdowad si¢ w temperaturze
okreslonej w ust. 2 przez co najmniej 3 godziny przed sprawdzaniem.
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§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.1.

§ 8.1.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie glebokosciomierza obejmuje:
1)  ogledziny zewngtrzne,
2) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:
1) poprawnoé¢ oznaczen,

2) czy pod wzglqdem materiaty, konstrukcji i wykonania gl@bokoéclomlerz odpowiada wymaga
niom przepiséw o przyrzadach suwmiarkowych,

3) czy czesci glebokosciomierza nie wykazuja wilasciwosci magnetycznych; czgéci namagne-
sowane nalezy odmagnesowaé.

Szerokos$é kresek podziatki sprawdza si¢ za pomoca mikroskopu warsztatowego, mierzac kilka
wybranych kresek. Z uzyskanych wynikéw oblicza sie réznice szerokoscei kresek podziatki.

Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych nalezy spraWdzié:
1) za pomocy profilografometru albo

2) poréwnawczymi wzorcami chropowatosci powierzchni, por6wnujac sprawdzane powierzchnie
z powierzchnig wzorca chropowatosci; przy poréwnaniu zaleca sie stosowaé lupg.

Sprawdzanle charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie odchylenia od plasko$ci powierzchni pomiarowych
Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych plaskich sprawdza si¢ za pomoca linialu

krawedziowego. W tym celu nalezy do powierzchni sprawdzanej przylozyé liniat krawgdziowy,
obserwujac szeroko$¢ powstalej szczeliny $wietlne;j.

. Jako wartos¢ odchylenia od plaskosci powierzchni sprawdzanej przyjmuje si¢ najwieksza szerokosé

otrzymanej szczeliny $wietlnej okreslonej wzrokowo przez poréwnanie jej ze szczelinami
WZOTCOwWymi.

. Szczeliny wzorcowe mozna otrzymaé przywierajac do plaskiej plytki interferencyjnej plytki

wzorcowe, z ktérych dwie kraficowe 4 maja t¢ sama dtugo$¢ L, a plytki $rodkowe B,, B, i B, maja
dhugosci stopniowo mniejsze od A, jak pokazano na rysunku:

liniat krawedziowy
/
/ % phytki wzorcowe
A 1 [5] B, 4
27 7 /4
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plaska plytka interferencyjna

Wyznaczanie bledéw wskazan
Bledy wskazan glebokosciomierza nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek wzorcowych w calym
zakresie pomiarowym glgbokoS$ciomierza, jak réwniez noniusza, dobierajac odpowiednie dhugosci
nominalne stoséw plytek wzorcowych.
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§ 9.

2. W celu wyznaczenia bledéw wskazat nalezy: -

1) na plycie pomiarowej ustawi¢ dwa stosy plytek wzorcowych o jednakowych dlugoéciach
nominalnych,

2) ustawié na tych stosach powierzchnie pomiarowe plaskie glebokosciomierza,
3) doprowadzi¢ do zetknigcia powierzchni pomiarowej prowadnicy z plyta pomiarows,
4) odczytaé wskazanie.

. Pomiaréw nalezy dokona¢ w kilku réwnomiernie rozlozonych punktach zakresu pomiarowego

glebokosciomierza przy zwolnionym i unieruchomionym suwaku.

. Jako blad wskazania w danym punkcie zakresu pomiarowego nalezy przyjaé réimice miedzy

uzyskanym wskazaniem giebokoSciomierza a diugodcia nominalng uzytych do sprawdzenia stoséw
plytek wzorcowych.

. Jako blad wskazania glebokodciomierza nalezy przyjaé najwigksza z uzyskanych réinic wskazan

w catym zakresie pomiarowym.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
Wryniki sprawdzenia glebokosciomierza nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawiera¢ co najmnie;j:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) odchylenie od ptaskosci,
5) bledy wskazan,
6) datg sprawdzenia,
7} nazwisko sprawdzajacego.
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ZARZADZENIE NR 21
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania wysokoSciomierzy suwmiarkowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

Wprowadza sie¢ instrukcje sprawdzania wysokoéciomierzy suwmiarkowych, zwanych dalej
»wysokoéciomierzami”, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci wysokosciomierzy
suwmiarkowych z wymaganiami przepiséw o przyrzadach suwmiarkowych, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 18 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 22 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 6, poz. 24).
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§ 3. Zarzgdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes ,
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
Zsalgcznik do zarzqdzenia nr 21
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 22 marea 1996 r. (poz. 27)
INSTRUKCJA SPRAWDZANIA WYSOKOSCIOMIERZY
SUWMIARKOWYCH '
Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
_ stosowane do sprawdzania
§ 1. Do sprawdzania wysoko$ciomierzy potrzebne sa:
1) mikroskop warsztatowy,
2) profilografometr lub wzorzec chropowatosci o wartosci parametru R, = 0,32 um,
3) mikrometr zewngtrzny,
4) plytki wzorcowe klasy doktadnosci 2 — bez uwzglednienia poprawek lub ni2szej klasy
doktadno$ci — z uwzglednieniem poprawek,
5) linial krawedziowy klasy doktadnosci 0,
6) plyta pomiarowa klasy doktadnosci 0,
7) czujnik z dziatka elementarng o wartosci 1 pm,
8) plaska plytka interferencyjna,
9) lupa.
Warunki sprawdzania
§ 2.1. Przed sprawdzeniem wysoko$ciomierz naleZy przemyé benzyna ekstrakcyjna i wytrzeé do sucha
czysta Sciereczka. '
2, Wysokosciomierz powinien by¢ sprawdzany w temperaturze (20 + 5) °C.

3. WysokoSciomierz i przyrzady pomiarowe stosowane do jego sprawdzania powinny znajdowaé sie

§ 3.

§ 4.

§ 5.

w temperaturze okreslonej w ust. 2 przez co najmniej 3 godziny przed rozpoczeciem sprawdzania.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie wysokosciomierzy obejmuje:

1) ogledziny zewngtrzne,

2) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:

1) poprawnos$¢ oznaczef,

2) czy pod wzgledem materiatu, konstrukeji i wykonania wysokosciomierz odpowiada wymaga-
niom przepiséw o przyrzadach suwmiarkowych,

3) czy czgsci wysokosciomierza nie wykazuja wlasciwodci magnetycznych; czesci namagneso-
wane nalezy odmagnesowac.

Szeroko$¢ kresek podziatki nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikroskopu warsztatowego, mierzac kilka
wybranych kresek. Z uzyskanych wynikéw nalezy obliczyé réznice szerokosei kresek.
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§ 6.

§ 7.

§ 8.1

§ 9.1

Chropowato$é powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzié:
1) za pomocsy profilografometru albo

2) poréwnawczymi wzorcami chropowatoéci powierzchni, poréwnujac sprawdzane powierzchnie
z powierzchnia wzorca chropowatosci; przy poréwnaniu zaleca si¢ stosowaé lupeg.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie odchylenia od wymiaru nominalnego szerokoéci
szczeki plaskokrawedziowe] suwaka

Odchylenie od wymiaru nominalnego szerokosci szczeki plaskdkrawgdziowej suwaka nalezy
sprawdzi¢, mierzac ta szerokosé mikrometrem zewngtrznym z powierzchniami pomiarowymi
ptaskimi.

Sprawdzanie odchylenia od plasko$cl powierzchni pomiarowych

Odchylenie od ptaskosci powierzchni pomiarowych plaskich sprawdza si¢ za pomocs liniatu
krawedziowego, W tym celu nalezy do powierzchni sprawdzanej przylozy¢ linial krawedziowy,
obserwujac szerokosé powstalej szczeliny swietinej.

. Szeroko$é powstalej szczeliny $wietlnej nalezy oceni¢ wzrokowo przez poréwnanie ze szczelinami

WZOrcowymi.

. Szczeliny wzorcowe mozna otrzymaé przywierajac do plaskiej plytki interferencyjnej plytki

wzorcowe, z ktérych dwie kraficowe 4 maja t¢ samg dtugosé L, a ptytki érodkowe B,, B, i B; maja
dhugosci stopniowo mniejsze od 4, jak pokazano na rysunku:

linial krawedziowy
/
———
A E | B B, 4

y /4 <4 V /4

V4 \ V4
/A i
plaska plytka interferencyjna

Sprawdzanie odchylenia od réwnolegtosci powierzchni pomlarowych

Réwnoleglos¢ dolnej powierzchni pomiarowej plaskiej szezeki ptaskokrawedziowej suwaka
wzgledem powierzchni pomiarowej plaskiej podstawy nalezy sprawdzi¢ za pomoca czujnika
z dziatkq elementarna o wartosci 1 pm, przesuwajac go wzdluz powierzchni pomiarowej plaskiej
szczeki suwaka i odczytujac najwigksza réznicg wskazan czujnika, jak pokazano na rysunku:
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2.

3.

4.

§10.1.

1
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1 - plyta pomiarowa, 2 - czujnik z dzialka elementarna o wartogci 1 pm, 3 - powierzehnie sprawdzane.

Odchylenie od réwnoleglosci wyznacza si¢ w co najmniej trzech punktach réwnomiernie
roztozonych w calym zakresie pomiarowym wysokoéciomierza.
Najwigksza z trzech znalezionych wartosci stanowi odchylenie od réwnolegtosci.

Odchylenie od rownoleglosci powierzchni pomiarowej plaskiej zamocowanego na szczgce rysika
wzgledem powierzchni pomiarowej plaskiej podstawy nalezy sprawdzié za pomoca czujnika
W sposob opisany w ust. 112,

Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni pomiarowych nalezy sprawdzié zaréwno przy
zwolnionym, jak i przy unieruchomionym suwaku.

Wyznaczanie bleddw wskazan
Wyznaczenie bledéw wskazaft wysokosciomierza obejmuje:

1) wyznaczenie bledu wskazania Zerowego,
2) wyznaczenie bledéw wskazanh w catym zakresie pomiarowym.

. Blad wskazania zerowego nalezy sprawdzié przy -zetknigciu plaskiej powierzchni pomiarowej

szczgki plaskokrawedziowej wysokoSciomierza z plyta pomiarowa, na ktorej jest ustawiony
wysokos$ciomierz.

. Bledy wskazan nalezy sprawdzi¢ za pomocg plytek wzorcowych w calym zakresie pomiarowym

wysokosciomierza, jak réwniez noniusza dobierajac odpowiednie dtugoéci nominalne stoséw plytek
wzorcowych.

Przyklad doboru stos6w podano w tablicy:

Zakres pomiarowy Noniusz wysoko$ciomierza
wysokosciomierza 0.05 mm ] 0.1 mm
Wymiary stoséw plytck wzorcowych zastosowanych do wyznaczenia
bledéw wskazafh wysokodciomierza
mm
od ¢ do 300 21,05 71,15 126,25 21,3 7,2 1269
1529 300 151,6 231,8 300
od 300 do 1000 301,45 451,65 601,80 3014 451,6
' 752,95 900 601,8 751,9 900
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4. Pomiaréw nalezy dokona¢ w co najmniej trzech punktach réwnomiernie rozlozonych w catym
zakresie pomiarowym wysokosciomierza dia dwéch potozen a i b tej samej plytki, jak pokazano na
rysunku: '
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1 - plyta pomiarowa, 2 - plytki wzorcowe.
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5. Jako blad wskazania wysoko$ciomierza w danym punkcie pomiarowym nalezy przyjaé wigksza
zuzyskanych réznic migdzy wskazaniem wysokosciomierza a dlugoscia nominalng i
wzorcowej lub stosu plytek dla polozedi a i b.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
§11. Wyniki sprawdzenia wysokosciomierza nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawieraé co najmniej: '
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) odchylenia od ptaskosei powierzchni pomiarowych,
5) bledy wskazan,
6) date sprawdzenia,
7) nazwisko sprawdzajacego.
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28

ZARZADZENIE NR 22
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o poziomnicach linialowych i ramowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 53, poz. 248)
zarzadza sie, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.1,

§ 2.1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o poziomnicach linialowych i ramowych, stanowiace
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okre$laja wymagania, jakim powinny odpowiadaé poziomnice liniatowe
i ramowe podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz okresy
wazno$ci dowodéw kontroli metrologiczne;.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtéwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalacznik do zarzgdzenia nr 22
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 28)

PRZEPISY METROLOGICZNE O POZIOMNICACH
LINIALOWYCH I RAMOWYCH

Postanowienia ogédlne

Przepisy dotycza poziomnic linialowych i ramowych z dziatka elementarng o wartosci 0,02 mm/m,
0,05 mm/m albo 0,10 mm/m, zwanych dalej ,,poziomnicami”, stosowanych do okreslania poziomego
lub pionowego polozenia plaszezyzn i powierzchni walcowych.

. Warto$¢ dzialki elementarnej poziomnicy jest to kat, o ktéry nalezy pochylié poziomnicg, aby

pecherzyk amputki przesunat si¢ o dhugosé dzialtki elementarnej. Wartos¢ ta moze byé wyrazona
w jednostkach liniowych (mm/m) lub katowych (sekunda, minuta).

. Wskazanie zerowe poziomnicy odpowiada symetrycznemu poloZeniu pgcherzyka wzgledem

podziatki ampuiki.

Kreski zerowe podziatki sa to diuzsze kreski ograniczajace pecherzyk w potozeniu Srodkowym
podziatki.

Materiatl, konstrukcja i wykonanie

Korpus poziomnicy powinien by¢é wykonany z Zeliwa szarego lub innych materialdw o duzej
odpornoéci na zarysowania, §cieranie i korozj¢ oraz zapewniajacych jak najmniejsza zmiennosé
wymiaréw i ksztattu.

. Twardo$é powierzchni pomiarowych poziomnicy powinna wynosié¢ co najmniej 200 HB.
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§ 3.1. Konstrukcje poziomnicy przedstawiajg rysunki:
1) poziomnicy liniatowe;j:

2 Powicrzchnic pomiarowe
PIYZImOwe

@.m_

Powierzchnie pomiarowe
podstawy

1 - korpus, 2 - ampulka pomiarowa, 3 - amputka ustawcza.

2) poziomnicy ramowej:
Pomwierachnic pomi
pryzmowe gome
Powicrzchnic pori
podstawy gbme

1 - korpus, 2 - amputka pomiarowa, 3 - ampulka ustawcza.

2. Zalecane wymiary poziomnic podane sa w tablicy:

, o A I B c
Wielko$¢ poziomnicy
mm
160 160 42 36
200 200 - 50 40
315 315 ' 50 45
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§ 4.

§ 5.

§ 6.1.

§ 7.1.

§ 8.1.

2. Minimalna liczba punktéw przylegania dla powierzchni skrobanych — w kwadracie o boku 25 mm

. Krawedzie powierzchni pomiarowych poziomnicy nie powinny byé ostre.

. Dopuszcza si¢ zmniejszenie powierzchni pomiarowych poziomnicy w $rodkowej czqécl nie

przekraczajace 1/3 dhugosei korpusu.

. Poziomnica o wartosci dziatki elementarnej 0,02 mm/m albo 0,05 mm/m powinna mieé naktadki lub

uchwyty termoizolacyjne oraz szybg zabezpieczajaca amputke przed zakléceniami temperatury.

Poziomnica powinna by¢ nienamagnesowana. W przypadku stwierdzenia namagnesowania poziom-
nic¢ nalezy odmagnesowa¢.

Material, z ktérego wykonano amputke, nie powinien mieé skaz utrudniajacych obserwacje ruchu
pecherzyka i odczytywanie wskazar,

Ampulki powinny by¢ sztywno zamocowane w korpusie.

. Dhugos¢ pecherzyka ampulki pomiarowej w temperaturze 20 °C powinna byé réwna odleglosci

kresek zerowych podziatki; btad dlugosci pecherzyka amputki pomiarowej nie powinien przekraczaé
+1 mm. '

. Przemieszczanie si¢ pecherzyka w ampulce pomigdzy skrajnymi kreskami podzialek przy réwno-

miernym pochyleniu poziomnicy powinno by¢ plynne, bez dostrzegalnych zahamowan i skokéw.

Podziatki ampulek pomiarowych i ustawczych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-76/M-54601 Poziomnice. Amputki,

Wartoéci dzialek elementarnych amputek pomiarowych i ustawczych podane sa w tablicy:

Warto$¢ dziatki elementarnej
ampulka pomiarowa amputka ustawcza
mm/m sekundy (™) mm/m minuty (')
0,02 4 0,87 3
0,05 10 1,75 6
0,10 20 2,91 10

. O$ podzialki powinna by¢ réwnolegla do wzdhuznej osi ampulki, a kreski podzialek powinny byé

prostopadie do tej osi.

Podziatka ampulki powinna by¢ umieszczona symetrycznie w okienkach korpusu.

. Kreski podziatki powinny by¢ kontrastowe w stosunku do tla.
. Kreski zerowe i kazda piata kreska podziatki amputki pomiarowej powinny byé dluzsze niz

pozostate.

Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych szlifowanych powinna by¢ taka, aby warto$é parametru R,
nie przekraczata wartosci podanych w tablicy:

Warto$¢ dzialki elementarnej Warto$¢ parametru R,
mm/m pm
0,02 0,32
0,05 0,32
0,10 0,63

lub prostokacie o powierzchni 625 mm?® - podana jest w tablicy:
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Warto$¢ dziatki elementare;j _ Minimalna liczba punktéw przylegania
mm/m
0,02 albo 0,05 30
0,10 _ 20
Oznaczenia
§ 9. Na poziomnicy powinny byé wykonane trwale oznaczenia:

§10.1,

§11.

1) nazwa lub znak wytwoérey,
2) wartosd¢ dzialki elementarne;j,
3) numer identyfikacyjny.

Charakterystyki metrologiczne

Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych nie powinno przekraczaé wartoéci podanych
w tablicy:

Wartosé dzialki elementarncj . L. Odchylenic od plaskofci
: Wiclko$¢ poziomnicy
mm/m pm

160

3
0,02 albo 0,05 200

315 4

160 4

0,10 200 5

315 6

. Odchylenie od ptaskodci powierzchni pomiarowych dopuszcza sie tylko w kierunku wklestosci.

Bledy ustawienia wskazania zerowego poziomnicy — przy ustawieniu poziomnicy na plaszczyznie
lub rowku pryzmowym dla poszczegblnych jej powierzchni pomiarowych oraz odchyleniu
poziomnicy od plaszczyzny pionowej o kat £5° — nie powinny przekracza¢ wartosci podanych:
w tablicy:

Wartodé dziatki Biad ustawienia wskazania zerowego
Nazwa poziomnicy | Rodzaj powierzchni clementarnej a
pomiarowej ampulka pomiarowa | amputka ustawcza
mm/m
0,02
linjatowa pryzmowe i podstawy 0.05 02a
0,10
0,02 0.5
ramowa pryzmowe i podstawy 02a »a
- dolne 0,05 *
0,10
0,02
ramowa pryzmowe i podstawy 05a
- gbme i boczne 0,05
0,10 02a
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§12. Blad wartoici dzialki elementarnej ampulki pomiarowej nie [;owinien przekraczaé wartosci

podanych w tablicy:
Warto$¢ dziatki Blad wartosci dziatki
elementarnej elementarnej ampulki
mm/m
0,02 +0,005
0,05 0,010
0,10 0,020

Warunki wlasciwego stosowania

§13. Poziomnica po uzytkowaniu powinna byé zakonserwowana w celu ochrony przed korozja oraz
przechowywana w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dowody kontroli metrologicznej

§14.1. Dowodem kontroli metrologicznej poziomnicy, zgloszonej do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest swiadectwo uwierzytelnienia.

2. Termin, do ktorego poziomnice zatwierdzonego typu mogg byé wprowadzone do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu. :

29

ZARZ'ADZENIE NR 23
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania poziomnic
linialowych i ramowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania poziomnic linialowych i ramowych; zwanych dalej
,»poziomnicami”, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. [Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci whasciwosci poziomnic liniatowych
i ramowych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o poziomnicach linialowych i ramowych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 22 Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar z dnia 22 marca 1996 r.
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr. 6, poz. 28), zwanych dalej ,,przepisami o poziomnicach”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski
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§ 1.

§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

§ 5.1.

Zalyeznik do zarzgdzenia nr 23
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 29)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA POZIOMNIC
LINJIALOWYCH 1 RAMOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
‘stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania poziomnic potrzebne sa:

1) profilografometr stykowy lub poréwnawcze wzorce chropowatodci powierzchni,
2) linial krawgdziowy klasy doktadnosci 0, :

3) linial powierzchniowy, _

4) plyta pomiarowa klasy dokladnosci 0 z re gulacja poziomu,

5) poziomnica kontrolna o wartosci dzialki elementarnej nie przekraczajgcej 0,0'1 mm/m,
np. koincydencyjna lub egzaminator,

6) walek kontrolny,
7y lupa.

Waru_nki sprawdzania

Przed sprawdzeniem poziomnica powinna by¢ starannie oczyszczona ze $rodka konserwujacego.

. Sprawdzanie poziomnic powinno si¢ odbywaé w temperaturze otoczenia 20 °C £ 2 °C.

Przebleg sprawdzania

Sprawdzanie pozmmmc obejmuje:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie wykonania,

3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych.

Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy ,sprawdzié, czy pbd wzgledem materiatu, konstrukcji i wyko-
nania oraz poprawnosci oznaczen poziomnica odpowiada wymaganiom przepis6w o poziomnicach.
Chropowatos¢ powierzchni pomiarowych doc1eranych i szhfowanych nalezy sprawdzaé za pomocq
1) profilografometru albo '

2) pordwnawczych wzorcow chropowatosc: pow1erzchn1 poréwnujac sprawdzane powierzchinie
z powierzchnia wzorca chropowatosci; poréwnania moina dokonaé przy uzyciu lupy.

. Dla powierzchni pomlarowych skrobanych nalezy okreslié liczbe punktow przylegania w prosto-

kacie o powierzchni 625 mm’.

. W celu okreélenia hczby punkt(')w przylegania nalezy:

1) powierzchni¢ pomiarowa liniatu pownerzchmowego pokryé cienka, réwnomierna warstwa
. farby,

2) powierzchni¢ pomiarows liniatu pow1erzchn1owego przygotowanq zgodnie z pkt 1, przyltozyé
do powierzchni sprawdzanej i przesuwaé w rézoych kierunkach, aby pokryé rozprowadzanq
farba powierzchnie sprawdzana,

3) wycia¢ szablon prostokatny o powierzehni 625 mm® i po przylozeniu go do powierzchni
sprawdzanej policzy¢ zabarwione migjsca.

Chropowato$é powierzchni Iub minimalnq liczbe punktéw przylegania nalezy sprawdzié¢ podczas
badaf przy zatwierdzaniu typu.
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§ 6.

§ 7.1.

§ 8.1.

.Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzalnie odchylenia od plaskosgci powierzchni pomiarowych

Odchylenie od plaskdéci powierzchni pomiarowych poziomnicy sprawdza si¢ za pomoca liniatu
krawgdziowego jednym z podanych sposobow:

1) obserwujac szczeling utworzong migdzy sprawdzang powierzchnig a przylozonym do niej co
najmniej w trzech kierunkach liniatem krawedziowym; jako warto$é odchylenia od plaskosci
powierzchni sprawdzanej przyjmuje sie najwigksza szerokos¢ szczeliny, okre§lonej wzrokowo
przez poréwnanie jej ze szczelinami wzorcowymi utworzonymi z plytek wzorcowych, -

2) mierzac za pomoca plytki wzorcowej przeswit pomiedzy linialem krawedziowym ustawionym
na dwoch plytkach wzorcowych o tej samej dlugoéci, umieszczonych na powierzchni
pomiarowej poziomnicy; jako warto$¢ odchylenia od plaskoéci powierzchni sprawdzanej
przyjmuje si¢ najwigksza réznice pomi¢dzy zmierzong szerokoécia szczeliny a wymiarem
plytek, na ktérych oparty jest liniat krawedziowy.

Sprawdzanie bledu ustawienia wskazania zerowego poziomnicy

Blad ustawienia wskazania zerowego poziomnicy wyznacza si¢ za pomoca plyty pomiarowej lub
watka kontrolnego, mierzac sume¢ wskazania poziomnicy przy ustawieniu jej na wypoziomowanej
plycie lub waltku i wskazania przy ustawieniu poziomnicy w tym samym miejscu po obréceniu jej
o 180°.

Btad ustawienia wskazania zerowego e poziomnicy oblicza si¢ wedlug wzoru:
e=(4,+4)/2,

gdzie:
A, — polozenie jednego z koficéw pecherzyka ampulki pomiarowej,
A, — polozenie drugiego korica pecherzyka ampulki pomiarowej po obréceniu poziomnicy
o 180°.
W przypadku poziomnicy ramowej blad ustawienia wskazania zerowego nalezy wyznaczy¢ takze dla
powierzchni pomiarowych bocznych i gérnych.

Btlad ustawienia wskazania zerowego poziomnicy dla powierzchni pomiarowych bocznych wyzna-
cza si¢ w sposéb opisany w § 7, przystawiajac powierzchni¢ pomiarowa plaska do powierzchni
pionowej, natomiast powierzchnie pryzmowsa do watka pionowego.

3. Powierzchnia pionowa moze by¢ wyznaczona przez tworzace dwoch waltkow o tej samej $rednicy.

§ 9.

§10.

§11.1.

Przy wyznaczaniu biedu ustawienia wskazania zerowego poziomnicy wzgledem powierzchni
pomiarowych gérnych nalezy plaska plyte lub walek kontrolny ustawié tak, aby umozliwié
przytozenie poziomnicy od dohu.

Zmiana wskazania zerowego poziomnicy — przy ustawieniu poziomnicy powierzchnia pomiarowa

pryzmowa na walku poziomym i odchyleniu jej od plaszczyzny pionowej o kat £5° — nie powinna
przekracza¢ blgdéw ustawienia wskazania zerowego.

Wyznaczanie bledu wartosci dziatki elementarnej ampulki pomiarowej

Przed wyznaczeniem bledu wartosci dziatki elementarnej ampulki pomiarowej nalezy sprawdzié
pltynnos¢ ruchu pgcherzyka, przemieszczajac go w calym zakresie pomiarowym w obu kierunkach
podziatki za pomoca urzadzenia umozliwiajacego plynne pochylanie sprawdzanej poziomnicy.

Btad wartosci dziatki elementarnej ampulki pomiarowej nalezy wyznaczy¢ za pomocg poziomnicy
kontrolnej, np. koincydencyjnej, poréwnujac wskazania poziomnic w nastgpujacy sposob:
1) ustawi¢ poziomnice na plycie pomiarowej z regulacja poziomu,

2) pochylié plyte z poziomnicami tak, aby koniec pecherzyka amputki pokryt si¢ z kreska
sprawdzanych dzialek ampulki i odczytaé wskazanie poziomnicy kontrolnej,
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§12.

3) | przez pochylanie plyty doprowadzi¢ ten sam koniec pgcherzyka do pokrycia z n-ta kreska
dzialki i ponownie odczytaé wskazanie poziomnicy kontrolnej, _

4) r6znica odezytanych wskazah podzielona przez liczbe # dzialek jest réwna wartoéci poprawnej
dziatki elementarnej.

. Blad wartosci dziatki elementarnej amputki pomlarowe_] oblicza sig _]ako rézmcq migdzy wartoScia

poprawng a nominalna dziatki elementarnej.

. Blad wartosci dzialki elementarnej mozna réwniez wyznaczyé ustawxa]qc poziomnice na

egzaminatorze i wykonujac sprawdzenie zgodnie z ust. 1.

. Podczas sprawdzania blgdu wartosei dziatki eleinentarnej ampulki pomiarowej zaden z koficow

pecherzyka ampuiki nie powinien wychodzi¢ poza skrajne kreski podziatki, - -

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania -
Wyniki sprawdzenia poziomnicy nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska sprawdzania
powinna zawieraé co najmnie;j:
1) numer zgloszenia,
2} dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) numer identyfikacyjny poziomnicy,
4) blacd-ustawienia wskazania zerowego,
5) btad wartosci dzialki elementarnej,
6) date sprawdzenia, -
7) nazwisko sprawdzajacego.
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ZARZ’ADZENIE NR 24
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
' z dnia 22 marca 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o mikrointerferometrach dwupromieniowych.

Na podstaWIe art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 1. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza sig, co nastgpuje
§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o mikrointerferometrach dwupromieniowych, stanowiace
zalacznik do niniejszego zarzadzenia. _
§ 2. Przepisy metrologiczne okreflaja wymagania, jakim powinny odpoWiadaé mikrointerferometry
' dwupromieniowe podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz
okresy waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;j.
§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
. Gléwnego Urzedu Miar.

" Krazysztof Mordzinski



e SRR ARSI e T T A TR L T e e e e e R

175 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 6/96 poz. 30

Zalyeznik do zarzadzenia nr 24
Prezesa Gléwnego Urzedn Miar
Z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 30)

PRZEPISY METROLOGICZNE O MIKROINTERFEROMETRACH
- DWUPROMIENIOWYCH

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Przepisy dotycza mikrointerferometréw dwupromieniowych MII-4 typu Linnika, zwanych dalej
,,jmikrointerferometrami”, stosowanych do bezstykowych interferencyjnych pomiaréw chropowa-
toéci powierzchni wg parametru R lub R, w zakresie od 0,03 pm do 1,5 um.

2. Definicje parametréw powinny byé zgodne z norma PN-87/M-04256/02 Struktura geometryczna
powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Terminologia ogélna.

Konstrukcja i wykonanie

§ 2.1. Ogélny widok mikrointerferometru przedstawia rysunek:

1 - podstawa, 2 - stolik pomiarowy, 3 - glowice mikrometryczne stolika, 4 - pokretlo do zastaniania i odstaniania
zwierciadta odniesienia glowicy obiektywowej, 5 - pokretto do ustawiania kierunku prazkéw interferencyjnych

i odlegtosci miedzy nimi, 6 - glowica mikrometryczna mechanizmu ogniskowania, 7 - ramka z matéwka zakladana
w miejsce aparatu fotograficznego, 8 - aparat fotograficzny (bez obiektywu), 9 - okular, 10 - wymienne filtry
interferencyjne, 11 - sprawdzany przedmiot.

2. Mikrointerferometry powinny by¢ wykonane tak, aby:

1) na metalowych powierzchniach nie bylo uszkodzen i $ladoéw korozji,

2) szkla optyczne nie miaty nalotéw, uszkodzen i innych defektéw utrudniajacych obserwacje,

3) czesSci przyrzadu nie byly namagnesowane,

4) $ruby zaciskowe stolika, obsady okularu oraz o$wietlenia dzialaly poprawnie,

5) ruchy przesuwnych i obrotowych czgsci i zespoléw byly ptynne, bez luzdw i zacigé,

6) kreski podziatek w okularze oraz na bgbnach glowic mikrometrycznych i ich oznaczenia
liczbowe byly trwale, poprawne i czytelne.

§ 3. Rozogniskowanie mikrointerferometru nie powinno przekracza¢ 1,5 dziatki elementarnej glowicy
mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania.
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§ 4.

§ 5.

§ 6.1.

§ 7.

§ 8.1.

§ 9.

§10.1.

§11.

Luz glowicy mikrometrycznej mechanizznu ogniskowania nie powinien przekraczaé 0,5 dziatki

elementarne;j tej glowicy.

Stolik mikrointerferometru powinien:

1) mieé mozliwo$é obrotu wokét osi pionowej,

2) mie przesuw w dwu prostopadlych kierunkach dokdnywany za pomoca glowic mikro-
metrycznych stolika o zakresie pomiarowym co najmniej (0+13)mm i wartosci dziatki
elementarnej 0,01 mm, _

3) byé wycentrowany; maksymalne przemieszczenie obrazu punktu przedmiotu przy obrocie
stolika wokat osi pionowej nie powinno przekraczaé 0,02 mm w plaszczyznie przedmiotu,

4) by prostopadly do osi optycznej mikrointerferometru; réznica przy odczycie odleglosci miedzy
dwoma czamymi prazkami przy obrocie stolu co 90°, spowodowana nieprostopadiym

polozeniem plaszczyzny stolika wzgledem osi optycznej przyrza‘du, nie powinna przekraczaé
0,03 mm przy wyznaczeniu jej w ptaszczyznie ogniskowe;j okularu.

Przemieszczenie obiektywu mikrointerferometru za pomoca mikrometrycznegoe mechanizmu
ogniskowania powinno wynosi¢ co najmniej *1,5mm w stosunku do jego ustawienia
odpowiadajacego wskazaniu zerowemu glowicy mikrometrycznej.

. Wartosé powigkszenia obiektywu i catkowitego powigkszenia mikrointerferometru przy obserwacji

wizualnej oraz fotografowaniu nie powinna byé mniejsza od podanej w danych technicznych
przyrzadu.

Okular powinien mie¢ rownomiernoéé podziatki w1dznane_| w polu widzenia okularu oraz na bebnie
glowicy mikrometryczne;j.

Srednica pola widzenia mikrointerferometru powinna wynosi¢ przy obserwacji przez okular co
najmniej 0,32 mm.

. Dhuzszy bok prostokata obserwowanego na matdwce powinien wynosié co najmniej 0,12 mm.

Niezgodnos¢ ustawienia ostrego obrazu powierzchni i obrazu interferencyjnego nie powinna prze-
kracza¢ wartosci 0,5 dziatki elementarnej podziatki bebna glowicy mikrometrycznej mechanizmu
ogniskowania.

Obraz interferencyjny powinien mieé:

1)  dla $wiatla bialego w $rodku pola widzenia — bialy prazek achromatyczny, a po jego obydwu
stronach dwa ostre czarne prazki z obwédkami brazowymi od strony prazka achromatycznego
iz obwodkami bigkitnymi od ich strony zewngtrznej; poza tymi prazkami powinny byé
widoczne jeszcze co najmniej trzy prazki barwne, przy czym dopuszcza sig nieznaczna réznice
w zabarwieniu poszczegélnych prazkow,

2) kontrastowo$¢ prazkéw taka, aby nie utrudniata oceny chropowatosci powierzchni na dhugoéci
odcinka pomiarowego; dopuszcza sig zmniejszenie kontrastowosci na kraficach pola widzenia,
przy czym obrzeze o zmnigjszonej kontrastowosci powinno si¢ znajdowaé poza obserwowanym
odcinkiem pomiarowym przyjetym do sprawdzania chropowatosci,

3) dla $wiatla monochromatycznego — dostateczng kontrastowosé i byé widoczny w calym polu
. widzenia.

Przemieszczenie $rodka obrotu prazkéw interferencyjnych wzgledem $rodka pola widzenia okularu

nie powinno przekracza¢ 2,5 mm przy pomiarze w plaszczyznie ogniskowej okularu.

. Przemieszczenie pragkow mterferency_pnych pod wplywem temperatury, obserwowane w polu

widzenia okularu, nie powinno su; zmienia¢ w ciagu 15 minut wigcej niz o dwie odleglosci miedzy
dwoma sqswdnum prazkami.

Na powmrzchm zwierciada odniesienia nie powinny wystepowaé defekty obnizajace jako$é
obrazéw mterferench nych i powodu_] ace zmekszta{cema
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§12.1.

§13.

§14.

§15.

§16.

§17.1.

Oznaczenia
Mikrointerferometr powinien mie¢ trwale i widoczne oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytwdrcy,
2) typ przyrzadu i numer fabryczny.

. Na oprawach obiektywu i okularu powinny byé naniesione trwate oznaczenia powiekszenia.

Charakterystyki metrologiczne

Odchylenie od prostoliniowo$ci prazkéw interferencyjnych obserwowane w calym polu widzenia
mikrointerferometru, nie powinno by¢ wigksze niz 0,15 odlegltosci miedzy sgsiednimi prazkami.

Odchylenie $rednie kwadratowe wyrazajace powtarzalno$é mikrointerferometru przy pomiarze
parametru R_nie powinno przekraczaé 0,04 pm.

Odchylenie dhugoéci fali w maksimum przepuszczania filtru interferencyjnego od podanej w danych
technicznych mikrointerferometru nie powinno przekraczaé 1 nm.

Bledy wskazan glowic mikrometrycznych stolika pomiarowego nie powinny przekraczaé £4 pm dla
kazdego sprawdzanego odcinka przemieszczania.

Warunki wtasciwego stosowania

Powierzchnia robocza stolika i inne powierzchnie nie zabezpteczone trwale przed korozja powinny
by¢ przed uzyciem oczyszczone ze rodka ochronnego.

. Na czas przechowywania powierzchni¢ robocza stolika i inne powierzchnie nie zabezpieczone

trwale przed korozja nalezy pokry¢ cienka warstwa zmywalnego érodka ochronnego.

3. Czgsci wyposazenia mikrointerferometru powinny by¢ umieszczone w futerale. .

§18.1.

Mikrointerferometr powinien by¢ przechowywany w miejscu czystym i suchym, oslonigty po-
krowcem.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej mikrointerferometru, zgioszonego do uwierzytelnienia na
wniosek zainteresowanego, jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

. Wazno$é $wiadectwa uwierzytelnienia wygasa z chwilq stwierdzenia, z¢ mikrointerferometr nie

odpowiada wymaganiom niniejszych przepiséw.

. Termin, do ktérego mikrointerferometr zatwierdzonego typu moze by¢ wprowadzany do obrotu lub

uzytkowania, okreflony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

K} |

ZARZADZENIE NR 25
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania
mikrointerferometréw dwupromieniowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania mikrointerferometréw dwupromieniowych, stanowiaca
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodno$ci wlasciwosci mikrointerferometrow
dwupromieniowych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o mikrointerferometrach dwupro-
mieniowych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 24 Prezesa Gtdéwnego Urzedu Miar z dnia 22 marca
1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 6, poz. 30) zwanych dalej ,,przepisami o mikrointer-
ferometrach”.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

‘Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

. Krzysztof Mordziriski

Zalagcznik do zarzadzenia nr 25
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 31}

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MIKROINTERFEROMETR()W
DWUPROMIENIOWYCH

Przedmiot sprawdzania

Instrukcja dotyczy sprawdzania mlkromterferometrow dwupromieniowych MII-4 typu Linnika,
zwanych dalej ,,mikrointerferometrami”.

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania mikrointerferometréw potrzebne sg:

1) plytka wzorcowa o dlugosci nominalnej 10 mm, ktérej wartos¢ odchylenia od plaskosci nie
przekracza 0,05 um, a chropowato$é powierzchni pomiarowych okreélana wedlug parametru R |

_ nie przekracza wartoéei 0,03 pm, : :

2) kreskowy wzorzec diugosci o zakresie pomiarowym co najmniej 15 mm i dzialce elementamej
o wartosci 1 mm; blad odlegloéci dowolnej kreski wzorca od kreski poczgtkowej nie powinien
przekraczaé +2 Hm,

3) kontrolny wzorzec chropowato$ci powierzchni jedno- lub wielokreskowy z zarysem tréjkatnym,
o nominalnej wartosci glebokosci nierdwnoscei lub wartosci parametru R, w granicach od 0,6 um
do 0,8 um; kat profilu powinien sie zawiera¢ w granicach od 150° do 170°; wzorzec nie powinien
mie¢ zaokraglonych wglebien widocznych przy obserwacji za pomoca mikrointerferometru,

4) w razie braku odpowiedniego kontrolnego wzorca chropowatosci powierzchni mozna uzy¢
ptytki wzorcowej o dlugosci nominalnej 10 mm, ktérej chropowato$¢ powierzchni pomiaro-
wych okre§lana wedtug parametru R nie przekracza wartosci 0,03 m; na jednej z powierzchni
pomiarowych tej plytki powinna sig znajdowaé rysa z ostrym dnem (przypadkowa nieréwnos¢)
o glebokosci w granicach od 0,6 um do 0,8 pum,

5) kreskowy wzorzec dlugosci o zakresie pomiarowym 1 mm i dzialce elementarnej o wartosci
0,01 mm; blad odleglosci dowolnej kreski wzorca od kreski poczatkowej nie powinien
przekraczaé 1 pm, '

6) glebokosciomierz mikrometryczny z dziatka elementarna o warto$ci 1 pm zgodny z wymaga-
niami przepiséw o glgbokosciomierzach mikrometrycznych,

7} suwmiarka do pomiarow wewnqtrznych zgodna z wymaganiami pizepiséw o przyrzadach
suwmiarkowych.
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Warunki sprawdzania
§ 3.1. Mikrointerferometry nalezy sprawdzaé w nastgpujacych warunkach:
1) pomieszczenie powinno by¢ jasne, czyste, odizolowane od wstrzasow,
2) temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosié (20 +2)°C przy dopuszczalnej
Zmianie temperatury w przestrzeni roboczej 0,5 °C,
3) wilgotno$é wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80 %,
4) mikrointerferometr powinien by¢ tak ustawiony, aby podczas pracy nie razito oczu sprawdza-
jacego jasne $wiatlo z okna lub innego Zrédla Swiatla,
5) sprawdzenia parametréw wymagajacych wlaczenia zasilania mikrointerferometru nalezy
dokonywaé po uplywie 1,5 godziny od chwili wlaczenia przyrzadu.

2. Sprawdzany mikrointerferometr oraz przytzqdy pom:arowe stosowane do sprawdzema powinny si¢
znajdowac w pomieszczeniu, w ktérym dokonuje si¢ sprawdzenia, co najmniej przez 8 godzin przed
rozpoczeciem sprawdzania.

3. Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy:

1) przemyé gérna powierzchnig stolu pomiarowego odpowiednim rozpuszezalnikiem i nastgpnie
wytrze¢ do sucha czysta Sciereczka,

2) usunaé pyt z powierzchni soczewek okularu i zewngtrznej soczewki obiektywu,

3) usunaé za pomoca odpowiedniego rozpuszczalnika thiste plamy i naloty na powierzchniach
optycznych.

Przebieg sprawdzania
§ 4. Sprawdzenie mikrointerferometru obejmuje kolejno nastgpujace czynnosci:

1) oglgdziny zewnetrzne,

2) sprawdzanie konstrukcji i wykonania,

3) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne
§ 5.1. Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy:

1) wyposazenie mikrointerferometru jest kompletne,

2) mikrointerferometr ma oznaczenia zgodne z wymaganiami § 11 ust. 1 i 2 przepiséw o mikroin-
terferometrach dwupromieniowych,

3) na metalowych powierzchniach mikrointerferometru i wyposazenia nie ma uszkodzef i $ladéw
korozji,

4) szkla optyczne nie maja nalotéw, zadrapafi, pecherzy i rozklejen utrudniajacych obserwacje,

5) kreski podziatek w okularze oraz na bebnach glowic mikrometrycznych i ich oznaczenia
liczbowe sa trwale, poprawne i czytelne,

6) ruchy przesuwnych i obrotowych czgsci i zespoléw sg plynne, bez wyczuwalnych luzéw
i zaciec,

7) $ruby zaciskowe stolika, obsady okularu oraz o$wietlenia dziataja poprawnie, umozliwiajac
fatwe unieruchamianie czesci obrotowych i przesuwnych,

8) czesci mikrointerferometru nie s3 namagnesowane; czgéci wykazujace wlasciwosci
magnetyczne nalezy odmagnesowad.

2. Aby sprawdzié poprawno$é dziatania mikrointerferometru, nalezy na jego stoliku pomiarowym

ustawié ptytke wzorcowa o dtugo$ci nominalnej 10 mm i stwierdzi¢, czy:
1) o$wietlenie pola widzenia jest prawidlowe (réwnomierne, z mozliwoscia regulacii jasnosci),

2) mozliwe jest uzyskanie ostrego obrazu sprawdzanej powierzchni, gdy mikrointerferometr
pracuje jako mikroskop,
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§ 6.1.

§ 7.1.

§ 8.1.

3) mozliwe jest uzyskanie wyraZnego obrazu interferencyjnego zaréwno w $wietle biatym, jak
i monochromatycznym, przy jednoczesnie dobrze widzianym obrazie sprawdzanej powierzchni,

4) urzadzenie przeznaczone do regulacji poloienia plaszczyzny odniesienia dziata poprawnie,
{j.czy istnieje mozliwos¢ uzyskiwania zmlany szeroko$ci i pochylenia prazkéw
interferencyjnych,

5) istnieje mozliwos¢ przelaczania obrazu mterferency]nego obserwowanego w okularze na
matdwke,

6) na skutek luzéw w ukladach nie nastgpuje samoczynnie rozogniskowanie obrazu powierzchni
i prazkéw interferencyjnych, jak réwniez zmiana szerokoéci i kierunku prazkéw oraz
przesuwanie krzyza w okularze.

Sprawdzanie konstrukcji i wykonania

~ Sprawdzanie ogniskowania mikrointerferometru

Ogmskowame mikrointerferometru nalezy sprawdzi¢ w catym zakresic przemieszczenia stollka przy
uzyciu kreskowego wzorca diugosci wymienionego w § 2 pkt 2.

W czasie sprawdzenia nalezy:

1) ustawi¢ glowice mikrometryczng stolika w polozeniu zerowym; ustawi¢ mikrointerferometr
(pracujacy jako mikroskop) na ostry obraz dowolnej kreski wzorca, widzianej w §rodku pola
widzenia okularu, i odczyta¢ wskazanie glowicy mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania,

2) przemiesci¢ wzorzec za pomocy glowicy mikrometrycznej stolika w drugie skrajne polozenie
i powtdrnie nastawi¢ mikrointerferometr na ostry obraz kreski wzorca, widzianej w §rodku pola
widzenia okularu, po czym ponownie odczytaé wskazanie glowicy mikrometrycznej mecha-
nizmu ogniskowania.

. Rozogniskowanie mikrointerferometru stanowi réznica otrzymanych wskazafn glowicy mikromet-

rycznej mechanizmu ogniskowania.

. Sprawdzenia ogniskowania mikrointerferometru nalezy dokonaé przy przemieszczeniu stolika

w dwoch kierunkach wzajemnie prostopadtych,

Sprawdzanie luzu glowicy mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania
W czasie sprawdzenia nalezy:

1) na stoliku przyrzqdu ustawic¢ plytke WZOrcowa i doprowadzi¢ do otrzymania ostrego obrazu
interferencyjnego jej powierzchni pomiarowej tak, aby bialy prazek achromatyczny znalazl sig
w przyblizeniu w érodku pola widzenia okularu,

2) srodek krzyza okularu ustawi¢ w srodku pola widzenia,

3) obracajac glowicg mikrometrycznga mechanizmu ogniskowania pokryé érodek prazka
achromatycznego ze $rodkiem krzyza okularu i odezytaé wskazania glowicy,

- 4) - czynnos¢ t¢ powtdrzy¢, pokrywajac Srodek bialego prazka achromatyczmego ze $rodkiem

krzyza okularu, przy obrocie glowicy mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu wykonywanego zgodnie z pkt 2.

. Réinica wskazaf glowicy mikrometrycznej, odczytanych przy dwéch kierunkach pokrywania srodka

prazka achromatycznego ze $rodkiem krzyza okularu, stanowi luz tej glowicy.

Sprawdzanie wycentrowania stolika
W czasie sprawdzenia nalezy:
1)  srodek krzyza okularu ustawi¢ w srodku pola widzenia,

2) na stoliku mikrointerferometru ustawi¢ plytk¢ wzorcowa o dhigosci nominalnej 10 mm
i uzyska¢ ostry obraz powierzchni pomiarowej tej plytki, a nastgpnie obraz dowolnego punktu
powierzehni pomiarowej plytki pokryé ze $rodkiem krzyza okularu i obracajac stolik wokot
jego osi pionowej obserwowaé przemieszczenie obrazu tego punktu.
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2.

§ 9.1.

§10.1.

§11.1.

Maksymalne przemieszczenie obserwowanego punktu nalezy zmierzyé za pomocg mikro-
metrycznego urzadzenia pomiarowego okularu, a nastgpnie obliczy¢ przesunigcie Srodka obrotu
stolika wzgledem osi optycznej uktadu wedhig wzoru:

B max

"W

€

gdzie:
e - przesunigcie $rodka obrotu stolika, w mm,
b, — maksymaine przemieszczenie obserwowanego punktu, w mm,

V., — powickszenie obiektywu.

Sprawdzanie prostopadlodci ptaszczyzny stolika wzgledem
osi optycznej mikrointerferometru

Sprawdzenia prostopadlosci ptaszczyzny stolika wzgledem osi optycznej mikrointerferometru nalezy
dokonaé w $wietle bialym.

W czasie sprawdzenia nalezy:

1) na stoliku mikrointerferometru ustawic plytk¢ wzorcowa o dlugosci nominalnej 10 mm
i uzyskac ostre prazki interferencyjne,

2) za pomocy pokretta do nastawiania odlegloéci migdzy prazkami ustawi¢ taka odleglos¢ migdzy
prazkami, aby odlegloé¢ ta, mierzona w plaszczyznie ogniskowej okularu za pomoca jego
mikrometrycznego urzadzenia pomiarowego, wynosita: a,— a,= 0,25 mm, co przedstawiono na
rysunku:

3) stolik pomiarowy nalezy obracaé co 90° i za kazdym razem mierzy¢ za pomocg mikro-
metrycznego urzadzenia pomiarowego okularu odleglto$¢ miedzy dwoma czarnymi prazkami.

. Z otrzymanych czterech wartosci odlegloéci miedzy prazkami nalezy wybra¢ wartos¢ maksymaing

i minimalng; ich réznica jest wynikiem odchylenia od prostopadlodci plaszczyzny stolika do osi
optycznej mikrointerferometru.
Sprawdzanie zakresu przemieszczania obiektywu

Zakres przemieszczania obiektywu nalezy sprawdzi¢ za pomoca glgbokosciomierza, wymienionego
w § 2 pkt 6.

. Glowice mikrometryczna mechanizmu ogniskowania nalezy ustawi¢ na wskazanie zerowe 1 w tym

polozenin zmierzyé za pomocg glebokos$ciomierza odleglos¢ od plaszczyzny stolika do obiektywu
mikrointerferometru; odlegloéé t¢ nalezy zmierzyé réwniez dia polozefi glowicy mikrometrycznej
romiacych sig od potozenia zerowego o +£10 obrotéw.

Sprawdzanie powiekszenia obiektywu oraz catkowitego powigkszenia
mikrointerferometru przy obserwacji i fotografowaniu

Powiekszenie obiektywu nalezy sprawdzié za pomoca kreskowego wzorca dlugosci okreslonego
w§ 2 pkt 5.

W czasie sprawdzania nalezy:
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§12.1.

§13.1.

§14.1.

1) kreskowy wzorzec dlugosci umieéci¢ na stoliku przyrzadu pracujacego jako mikroskop
i nastawi¢ ostry obraz jego podzialki,

2) $rodek krzyZza okularu ustawic tak, aby kierunek jego przemleszczama byl prostopadly do
kresek wzorca,

3) po ustawieniu wzorca zmierzy¢ za pomoca mikrometrycznego urzadzenia pomiarowego
okularu odlegtosé 4, (w mm) odpowiadajaca » dziatkom elementarnym wzorca; liczba dziatek
elementarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5.

. Powigkszenie obiektywu ¥, wyznacza si¢ wedlug wzoru: -

Calkowite powigkszenie mikrointerferometru ¥ wyznacza si¢ wedlug wzoru:
V=V, Vg,

gdzie: -
v, — warto$é powigkszenia obiektywu,
Vv, — wartosé powigkszenia okularu ( wedtug danych technicznych mikrointerferometru).

Aby sprawdzi¢ powigkszenie przy fotografowaniu nalezy przelaczyé obraz podziatki kreskowego
wzorca diugosci obserwowanego w okularze na matéwke i za pomoca suwmiarki do pomiarow
wewnetrznych zmierzyé odleglo$é 4, opowiadajaca n dziatkom elementarnym wzorca (n = 5).

Powiekszenie mikrointerferometru przy fotografowaniu ¥V, wyznacza si¢ wedlug wzoru:

Az
0,01n "’

Vi =

Sprawdzanie okularu
Sprawdzanie okularu mozna ograniczy¢ do sprawdzenia rownomiernosci podziatki widzianej w polu
widzenia okularu (umieszczonej na nieruchomej plytce okularu) i podziatki na begbnie glowicy
mikrometrycznej, zwiazanej z ruchoma plytka okularu z naniesionym na niej krzyzem i bisektorem.
Sprawdzania dokonuje si¢ za pomoca kreskowego wzorca dlugosci, wymienionego w § 2 pkt 5,
przez poréwnanie okre$lonej dhugosci podziatki wzorca (ap. réwnej 3 + 5 dzialkom elementarnym
wzorca) z podziatkami okularu w calym ich zakresie.

Wyznaczanie srednicy pola widzenia mikrointerferometru

Srednice pola widzenia mikrointerferometru nalezy wyznaczyé za pomoca kreskowego wzorca
diugoéci, wymienionego w § 2 pkt 5.

W czasie sprawdzania nalezy:
1) ustawié bisektor okularu w $rodku zakresu pomlarowego pOdZIa:HQ okularowej, przy czym
jedno z ramion krzyza powinno byé ustawione poziomo,

2) po uzyskaniu ostrego obrazu kreskowego wzorca dlugoéci ustawionego na stoliku mikrointer-
ferometru nalezy obraz ten ustawié tak, aby o§ podziatki pokryla si¢ z poziomym ramieniem
krzyza; uzyskuje sig to przez obrot i przesunigcie stolika z wzorcem,

3) wyznaczyC¢ Srednice pola widzenia przez poréwnanie z podziatka wzorca.

. Srednica pola widzenia powinna by¢ wyznaczona przy co najmniej dwéch prostopadlych poloze-

niach kreskowego wzorca dtugosei.

Pole widzenia mikrointerferometru przy fotografowaniu nalezy wyznaczy¢ po przelqczemu obrazu
podzialki kreskowego wzorca diugosci na matowke.
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§15.1.

§16.1.

§17.1.

Sprawdzanie niezgodno$ci ptaszczyzny obrazu przedmiotu z ptaszczyzna
obrazu Interferencyjnego

Sprawdzenia niezgodnoéci plaszczyzny obrazu przedmiotu z plaszczyzna obrazu interferencyjnego
nalezy dokonaé w §wietle bialym.

W czasie sprawdzania nalezy:

1) na stoliku pomiarowym mikrointerferometru ustawié plytke wzorcows o dlugosci nominalnej
10 mm, wymieniong w § 2 pkt 1, i przygotowal przyrzad do obserwacji sprawdzanej
powierzchni; strzatka pokretla shizacego do zastaniania i odstaniania zwierciadia glowicy
obiektywowej powinna by¢ ustawiona w pozycji pionowej,

2) obracajac glowice mikrometryczng mechanizmu ogniskowania uzyskaé ostry obraz
powierzchni pomiarowej ptytki wzorcowej; przy tym ustawieniu nalezy odczytaé wskazanie na
podziatce bebna mikrometrycznego mechanizmu ogniskowania,

3) po zmianie polozenia pokretla shuzacego do zastaniania i odstaniania zwierciadta glowicy
obiektywowej (strzatka w pozycji poziomej), uzyskaé za pomoca glowicy mikrometrycznej
mechanizmu ogniskowania ostry obraz interferencyjny i przy tym ustawieniu odczyta¢
wskazanie na podzialce bgbna tej glowicy.

. Czynnosci wymienione w ust. 2 nalezy wykona¢ przy obrocie bgbna w jednym kierunku, aby

uniknaé luzu mechanizmu ogniskowania.

Réinica wskazan glowicy mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania — przy ustawieniu ostrego
obrazu powierzchni i obrazu interferencyjnego - stanowi niezgodno$¢ plaszczyzny obrazu
przedmiotu z plaszczyzna obrazu interferencyjnego.

Sprawdzanle jakosci obrazu interferencyjnego

Jakosé obrazu interferencyjnego sprawdza sie wzrokowo przy zastosowaniu Swiatla bialego
i ustawieniu prazkéw interferencyjnych na powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej o dlugosci
nominalnej 10 mm, wymienionej w § 2 pkt 1, w taki sposob, aby bialy prazek achromatyczny
znajdowat si¢ w $rodku pola widzenia mikrointerferometru.

Jakosé obrazu interferencyjnego mozna uznaé za wystarczajaca, jezeli przy zastosowaniu swiatta
bialego widoczny jest bialy prazek achromatyczny, a po jego obydwu stronach znajduja si¢ dwa
ostre czame prazki z obwédkami brazowymi od strony prazka achromatycznego iobwoédkami
blekitnymi od strony zewngtrznej; poza tymi prazkami powinny byé widoczne jeszeze co najmniej
trzy prazki barwne, przy czym dopuszcza si¢ nieznaczna réZnic¢ w zabarwieniu poszczegélnych

prazkéw.

. Kontrastowo$¢ prazkéw interferencyjnych jest wystarczajaca wowczas, gdy nie utrudnia oceny

chropowatosci w polu widzenia.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie kontrastowosci na kraficach pola widzenia, przy czym obrzeze
o zmniejszonej kontrastowosci powinno si¢ znajdowa¢ poza obserwowanym odcinkiem
pomiarowym przyjetym do sprawdzania chropowatosci.

. Oceny kontrastowosci nalezy dokonywaé przy takim rozstawieniu prazkéw, jakie stosuje sig

najczesciej przy pomiarach chropowatoscei.

. Ponadto nalezy sprawdzié, czy kontrastowosé prazkéw interferencyjnych przy zastosowaniu $wiatla

monochromatycznego jest dostateczna i czy sa one widoczne w calym polu widzenia.

Sprawdzanie przemieszczenia $rodka ohbrotu prazkow interferencyjnych
wzgledem $rodka pola widzenia okularu

Przemieszczenie §rodka obrotu prazkéw interferencyjnych wzgledem srodka pola widzenia okularu
sprawdza si¢ po uzyskaniu ostrego obrazu interferencyjnego powierzchni pomiarowej plytki
wzorcowej o dlugoéci nominalnej 10 mm, wymienionej w § 2 pkt 1, przy czym odleglosé migdzy
prazkami powinna by< taka, jaka sig stosuje przy pomiarach.

W czasie sprawdzania nalezy:
1) krzyz okularu ustawié tak, aby jego srodek znajdowat si¢ w srodku pola widzenia,
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§18.1.

§19.1.

§20.1.

2) obracajac glowice mikrometryczna mechanizmu ogniskowania pokryé bialy prazek achroma-

tyczny ze Srodkiem krzyza, a nastgpnie zmieniajac kierunek prazkéw interferencyjnych za

pomoca pokretla zmieniajacego polozenie zwierciadla odniesienia, sprawdzié, czy nie
nastgpuje przemieszczanie Srodka prazka achromatycznego wzgledem §rodka krzyza.

. Jezeli nastapi przemieszczenie Srodka obrotu prazkéw interferencyjnych wzgledem érodka pola

widzenia okularu, nalezy za pomoca mikrometrycznego urzadzenia pomiarowego okularu zmierzyé
wartosci przemieszczen uzyskane dla réznych polozen prazkéw. o

Jako warto$é przemieszczenia $rodka obrotu prazkéw interferencyjnych wzgledem srodka pola
widzenia okularu przyjmuje si¢ najwigksza ze zmierzonych wartosei uzyskanych dla rézmych
polozen prazkéw. _ -

Sprawdzanie przemieszczenia prazkéw interferencyjnych pod wplywem temperatury

Sprawdzenia przemieszczenia prazkéw interferencyjnych pod wplywem temperatury nalezy dokonaé
w Swietle bialym, obserwujac obraz interferencyjny uzyskany na powierzchni pomiarowe]j plytki
wzorcowej o dlugosci nominalnej 10 mm, wymienionej w §.2 pkt 1.

. W czasie sprawdzania nalezy:

1) mikrointerferometr wylaczy¢ na 30 minut,
2) nastepnie wlaczy¢ go i po uplywie 60 minut pokryé poziome ramig krzyza okularu zjednym
z czarnych prazkéw interferencyjnych usytuowanych poziomo w polu widzenia,

3) po 15 minutach nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito przemieszczenie obserwowanego prazka
wzgledem nastawionego ramienia krzyza,

. Jezeli takie przemieszczenie wystapi, nalezy okresli¢ jego warto$¢ w stosunku do odleglodci miedzy

prazkami.
Sprawdzanie jako$ci zwierciadta odniesienia
W czasie sprawdzania nalezy:

1) ustawi¢ pokretto stuzace do zastaniania i odslaniania zwierciadta glowicy obiektywowej
w takiej pozycji, aby zwierciadlo bylo wlaczone do ukfadu mikrointerferometru; strzatka
pokretia powinna byé ustawiona w polozeniu poziomym, '

2) obraca¢ okular wokét jego osi i obserwowad, czy w polu widzenia znajduja sie nieruchome
punkty bedace obrazem uszkodzen lub zabrudzen zwierciadta odniesienia,

3) sprawdzi€, czy defekty wykryte na powierzchni zwierciadla odniesienia nie obnizaja jakosci
obrazu interferencyjnego uzyskanego na powierzchni phytki wZorcowej, wymienionej
w§2pktl. ' : '

. Jakos¢ zwierciadla odniesienia jest odpowiednia, jezeli defekty wystepujace na jego powierzchni nie

obnizaja jakosci obrazu interferencyjnego i nie powoduja jego znieksztatcen.

. Defekty o duzym skupieniu s niedopuszczalne.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych -

Sprawdzanie prostoliniowo$ci prazkéw interferencyjnych
Prostoliniowosé prazkéw interferencyjnych nalezy sprawdzi¢ na podstawie obrazu _intefferencyjnego
uzyskanego na powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej, wymienionej w § 2 pkt 1.
Sprawdzenia prostoliniowosci prazkéw interferencyjnych nalezy dokonywaé: - |
1) przy zastosowaniu §wiatla monochromatycznego, |
2) na podstawie prazka interferencyjnego znajdujacego si¢ w poblizu srodka pola widzenia,

3) tak, aby prazki oraz jedno z ramion krzyza okularu byly. ustawione poziomo w polu widzenia
mikrointerferometru. s N :

. Spos6b wyznaczania odchylenia prazka od prostoliniowosci pokazany jest na rysunku:
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4. Qdchylenie od prostoliniowosci prazka interferencyjnego a wyznacza si¢ wedlug wzoru:

_bi—b
4 —h’

gdzie :

b, — wskazanie mikrometrycznego urzadzenia pomiarowego okularu przy pokryciu ramienia

krzyza ze $rodkiem jednego z czarnych prazkéw interferencyjnych w srodku pola widzenia
okularu,

b, — wskazanie mikrometrycznego urzadzenia pomiarowego okularu przy pokryciu ramienia

krzyza ze $rodkiem obserwowanego prazka na kraficach pola widzenia okularu,

b, - wskazanie urzadzenia pomiarowego mikrometrycznego okularu przy pokryciu ramienia

krzyza ze $rodkiem sasiedniego prazka w srodku pola widzenia okularu.

Sprawdzanie powtarzalnos$ci mikrointerferometru

§21.1. Sprawdzenie powtarzalnosci mikrointerferometru przy pomiarze parametru polega na
P
wyznaczeniu odchylenia $redniego kwadratowego.

2. Sprawdzenia nalezy dokonaé za pomoca kontrolnego wzorca chropowato$ci powierzchni, wy-
mienionego w § 2 pkt 3.

3. W czasie sprawdzania powtarzalno$ci mikrointerferometru nalezy:

1

2)

3)

4)

kontrolny wzorzec chropowatosci powierzchni ustawié na stoliku mikrointerferometru i do-
prowadzié do powstania obrazu interferencyjnego (w $wietle biatym) wzorcowej nieréwnosci
o zarysie tréjkatnym wzorca jednokreskowego lub wzorcowych nieréwno$ci wzorca
wielokreskowego,

przyrzad wyregulowaé tak, aby prazki interferencyjne i jedna z nici pajeczych krzyza okularu
zajely polozenie poziome,

zmierzyé gleboko$é nier6wnosci (w przypadku jednej nieréwnosci wzorcowej) lub wartosé
parametru R_ (w przypadku wzorca wielokreskowego), wykorzystujac mikrometryczne
urzadzenie pomiarowe ckularu,

gleboko$é nierdwnosci lub warto§é parametru R, zmierzyé co najmniej 10 razy (w tym samym
przekroju poprzecznym nieréwnosci wzorca), przy czym kazdorazowo nastawiaé na nowo ostry
obraz prazkéw interferencyjnych.

4. Na podstawie otrzymanych wynikéw pomiaréw nalezy wyznaczy¢ odchylenie $rednie kwadratowe s
wyrazajace powtarzalno$¢ mikrointerferometru, korzystajac ze wzoru:

Z (Rm, —Ru)?
R B T
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gdzie :
Rn, — glebokosé nieréwnosci lub warto$é parametru R | odpowiadajaca i-temu pomiarowi, w pm,
R, - $rednia warto$¢ glebokosci nieréwnosci lub parametru R, wpm,
n - liczba pomiaréw, n 2 10.
5. W razie braku odpowiedniego kontrolnego wzorca chropowatosci mozna do wyznaczania

§22.

§23.1.

§24.

§25.

powtarzalnosci mikrointerferometru zastosowaé plytke wzorcowa, wymieniong w § 2 pkt 4.

Sprawdzanie filtrow interferencyjnych

Sprawdzanie filtru interferencyjnego polega na wyznaczeniu dlugosci fali w maksimum
przepuszczania A tego filtru i poréwnaniu jej z wartoicia podana w danych technicznych
mikrointerferometru.

Wyznaczanie bledéw wskazafi gtowic mikrometrycznych stolika

Bledy wskazati glowic mikrometrycznych stolika nalezy wyznaczy¢ za pomoca kreskowego wzorca
dhugosci, wymienionego w § 2 pkt 2.

W czasie wyznaczania bledéw nalezy:

1) wzorzec umiesci¢ na stoliku mikrointerferometru w taki sposob, aby powierzchnia z podziatka
byta skierowana w strong obiektywu, i doprowadzié do uzyskania ostrego obrazu powierzchni
wzorca przy wylaczonym bocznym obiektywie, .

2} wzorzec przemieSci¢ za pomoca sprawdzanej glowicy mikrometrycznej tak, aby jego kreski
byly prostopadie do kierunku przemieszczenia stolika,

3) ustawi¢ glowice mikrometryczng w poloZeniu odpowiadajacym wskazaniu zerowemu; a Srodek
krzyza okularu pokryé z jedna z kresek podziatki wzorca,

4) przemieszczajac za pomocy sprawdzanej glowicy mikrometrycznej stolik wraz z ustawionym
na nim wzorcem, doprowadzi¢ do pokrycia kreski podziatki wzorca, odpowiadajacej zadanemu

przemieszczeniu glowicy, ze érodkiem krzyza i przy tym ustaw1en1u odczytaé wskazanie
glowicy mikrometryczne;j.

. Rémmica migdzy otrzymanym wskazaniem a dlugoscia zastosowanego odcinka wzorca stanowi blad

wskazania glowicy mikrometrycznej na sprawdzanym odcinku przemieszczania stolika.

Blad wskazan nalezy wyznaczy¢ dla obu glowic mikrometrycznych stolika w co najmniej trzech
réwnomiernie roziozonych punktach zakresu pomiarowego tych glowic.

Zakres sprawdzania

Czynnoéci sprawdzenia wymienione w § 7, 8, 10-14, 18, 22 i 23 moga by¢ pominigte przy
kontrolach metrologicznych innych niz zatwierdzanie typu.

Dokumentowanie wynikow sprawdzania
Wyniki sprawdzenia mikrointerferometru nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawiera¢ co najmnie;: :
1} numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) typ przyrzadu i numer fabryczny,
4)  oceng jakosci obrazu interferencyjnego,
5) odchylenie od prostoliniowosci prazkow interferencyjnych,
6) odchylenie Srednie kwadratowe wyrazajace powtarzalno$é mikrointerferometru,
7) nazwisko sprawdzajacego,
8) dat¢ sprawdzenia.
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ZARZ'ADZENIE NR 26
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o mikrointerferometrach wielopromieniowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ L1

§ 2.1.

Wprowadza sig przepisy metrologiczne o mikrointerferometrach wielopromieniowych, stanowiace
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreflaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ mikrointerferometry
wielopromieniowe podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz
okresy waznoéci dowodéw kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski

Zalgceznik do zarzgdzenia nr 26
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 22 marca 1996 r. (poz. 32)

PRZEPISY METROLOGICZNE O MIKROINTERFEROMETRACH
WIELOPROMIENIOWYCH

Postanowienia ogéline

Przepisy dotycza mikrointerferometréw wielopromieniowych, zwanych dalej ,mikrointerfe-
rometrami”, stosowanych do bezstykowych interferencyjnych pomiaréw chropowatoéci powierzchni
wedtug parametru R_ lub R,.

. Definicje parametréw R_ i R, powinny odpowiada¢ normie PN-87/M-04256/02 Struktura

geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Terminologia ogélna. .

Wykonanie
Mikrointerferometr powinnien by¢ wykonany tak, aby:

1) szkla optyczne nie mialy nalotéw, uszkodzen i innych defektéw utrudniajacych obserwacje,

2) kreski podzialek w okularze oraz na bebnach glowic mikrometrycznych i ich oznaczenia
liczbowe byly trwale, poprawne i czytelne,

3) ruchy przesuwnych i obrotowych czgsci i zespotéw byly ptynne, bez luzéw i zacigc,
4) $éruby zaciskowe stolika, obsady okularu oraz o$wietlenia dzialaly poprawnie,

5) na metalowych powierzchniach nie bylo uszkodze i $ladéw korozji,

6) czesci przyrzadu nie byly namagnesowane.

2. Mikrointerferometr powinien byé wykonany tak, aby byla mozliwosé:
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§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.1

§ 8.

§ 9.1.

§10.

§11.

§12.

1) uzyskiwania réwnomiernego o$wietlenia pola widzenia z mozliwoscia regulacji jego jasnosci,

2) uzyskiwania ostrego obrazu sprawdzanej powierzchni przy wszystkich kombinacjach
zastosowanych obiektywow i okularéw,

3) uzyskiwania obrazu interferencyjnego,

4) zmiany szerokosci i pochylenia prazkéw interferencyjnych.

. Podczas obserwacji obrazu powierzchni i prazkéw interferencyjnych nie powinno nastgpowac

samoczynne rozogniskowanie tego obrazu i przesuwanie krzyza okularu.

Glowica mikrometryczna mechanizmu ogniskowania mikrointerferometru powinna spetniad

wymagania:

1} rozogniskowanie nie moze przekraczaé dwéch dzialek elementarnych podzialki bebna
mikrometrycznego mechanizmu ogniskowania dla calego zakresu przemieszczenia stolika,

2) luz martwy nie moze przekraczaé dwoch dzialek elementarnych glowicy mikrometryczne;.

Przy obserwacji wizualnej wartoéci powigkszenia obiektywu i calkowitego powigkszenia mikro-

interferometru nie powinny by¢ mnigjsze od podanych w danych technicznych przyrzadu.

Podzialka okularu widziana w polu jego widzenia i podziatka na bebnie glowicy mlkrometryczne_]

powmny by¢ réwnomierne; nieréwnomierno$¢ podziatki okularu wzgledem podziatki wzorca nie
powinna przekraczaé dwéch dziatek elementarnych podziatki bebna.

Powierzchnie plytek odniesienia powinny byé bez zadrapan i spekan.

Dopuszeza si¢ wystgpowanie drobnych defektéw na powierzehni phytki odniesienia, ktore nie
wplywaja na jakos¢ obrazu interferencyjnego.

. Nie dopuszcza sig¢ wystgpowania defektéw o duzym skupieniu,
§ 7.1

Czarne prazki interferencyjne obserwowane w polu widzenia okularu mikrointerferometru powinny
by¢ ostre, kontrastowe, a odlegtos¢ migdzy nimi — jednakowa; dopuszcza sie zmniejszenie kontra-
stowosci prazkéw na koncach pola widzenia, przy czym obrzeze o zmniejszonej kontrastowosci
powinno si¢ znajdowa¢ poza obserwowanym odcinkiem pomiarowym przyjetym do sprawdzania
chropowatoéci.

. Przemieszczenie prazkéw interferencyjnych obserwowane w polu widzenia okularu, zachodzace

pod wplywem temperatury, nie powinno si¢ zmieniaé w ciggu 15 minut wigcej niz o dwie odleglosci
migdzy sasiednimi prazkami.

Srednica pola widzenia mikrointerferometru powinna by¢é co najmniej taka, jak w danych
techmcznych podanych przez Wytworcq

Oznaczenia
Mikrointerferometr powinien mieé trwate i widoczne oznaczenia:
1) nazwe lib znak wytworcy,
2) typ przyrzadu i numer fabryczny.

. Na oprawach obiektywéw powinny byé trwale oznaczenia powigkszenia i apertury, a na oprawach

okularéw — powigkszenia.

Charakterystykl metrologiczne

Odchyleme od prostoliniowosci prazkéw mterferency_gnych obserwowane w calym polu widzenia
mikrointerferometru, nie powinno by¢ wigksze niz 0,15 odlegtoéei migdzy sasiednimi prazkami.

Odchylenie sSrednie kwadratowe, wyrazajace powtarzalno$é mikrointerferometru przy pomiarze
parametru R, nie powinno przekraczaé 0,03 pm.

Odchylenie dhugosei fali w maksimum przepuszczama filtra mtezferency_]nego od podanej w danych
technicznych mikrointerferometru nie powinno przekraczaé 1 nm.- -
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§13.

§14.1.

§15.1.

Biedy wskazan glowic mikrometrycznych stolika pomiarowego nie powinny przekracza¢ +4 um dla
kazdego sprawdzanego odcinka przemieszczania w calym zakresie pomiarowym.

Warunki wtasciwego stosowania

Powierzchnia robocza stolika i inne powierzchnie nie zabezpieczone trwale przed korozja powinny
byé przed uzyciem oczyszczone ze §rodka ochronnego.

. Na czas przechowywania powierzchni¢ robocza stolika i inne powierzchnie nie zabezpieczone

trwale przed korozja nalezy pokryé cienka warstwa zmywalnego $rodka ochronnego.

. Czesci wyposazenia mikrointerferometru powinny by¢ umieszczone w futerale.

Mikrointerferometr powinien byé przechowywany w miejscu czystym i suchym oraz oslonigty
pokrowcem. : _

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej mikrointerferometru, zgloszonego do uwierzytelnienia na wnio-
sek zainteresowanego, jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

Wamo$¢ $wiadectwa uwierzytelnienia wygasa z chwila stwierdzenia, ze mikrointerferometr nie
odpowiada wymaganiom niniejszych przepiséw.

. Termin, do ktérego mikrointerferometr zatwierdzonego typu moze by¢ wprowadzony do obrotu lub

uzytkowania, okre$lony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

33

ZARZADZENIE NR 27
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 22_marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
mikrointerferometréw wielopromieniowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ L.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania mikrointerferometréw wielopromieniowych, stanowiaca
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wiasciwosci mikrointerferometrow
wielopromieniowych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o mikrointerferometrach wielo-
promieniowych, wprowadzonych zarzadzeniem nr 26 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia
22 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 6, poz. 32), zwanych dalej ,,przepisami
o mikrointerferometrach”.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzgdzenia nr 27
Prezesa Gli6wnego Urzedu Miar
z dnia 22 marca 1996 r. (poz 33)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MIKROINTERFEROMETROW
WIELOPROMIENIOWYCH

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania mikrointerferometréw wielopromieniowych, zwanych dalej ,,mlkromterfero-
metrami” potrzebne sa:

1) plytka wzorcowa o dlugosci nominalnej 10 mm klasy doktadnosci 0, ktérej chropowatosé
powierzchni pomiarowych powinna byé taka, aby warto§¢ parametru R, nie przekraczala
wartosci 0,03 pm,

2} kreskowy wzorzec dlugosci o zakresie pomiarowym co najmniej 15 mm i dzialce elementarnej
o wartosci 1 mm; blad odlegloéci dowolnej kreski wzorca od kreski poczatkowej nie powinien
przekraczac 2 |Lm,

3) mikrointerferometr dwupromieniowy,

4) kontrolny wzorzec chropowatosci powierzchni jedno- lub wielokreskowy z zarysem
trdjkatnym, o nominalnej warto$ci glgbokosci nieréwnosci lub wartosci parametru R, od
0,03 um do 1,0 ptm; wzorzec kontrolny moze miec zarys prostokatny, przy czym glgbokos¢ jego
nieréwnosci nie powinna przekracza¢ 0,3 pm; wspdlczynnik odbicia Swiatta od powierzchni
wzorca powinien wynosi¢ 0,90 + 0,95,

5) kreskowy wzorzec dhugosci o zakresie pomiarowym 1| mm i dzialce elementarnej o wartosci
0,01 mm; blad odleglo$ci dowolnej kreski wzorca od kreski poczatkowej nie powinien
przekracza¢ +1 pm.

Warunki sprawdzania

§ 2.1. Mikrointerferometry nalezy sprawdza¢ w nastgpujacych warunkach:

1) pomieszczenie powinno byé dobrze oswietlone, czyste, odizolowane od wstrzaséw,

2) temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ (20 + 2) °C, przy dopuszczalnej
zmianie temperatury w przestrzeni roboczej 0,5 °C,

3) wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80 %,

4) mikrointerferometr powinien by¢ ustawiony tak, aby podczas pracy nie wpadalo w oczy
sprawdzajacego jasne swiatlo z zewngtrznego zrédta,

5) zasilanie mikrointerferometru powinno by¢é wiaczone co najmniej 1,5 godziny przed spraw-
dzaniem.

2. Sprawdzany mikrointerferometr oraz przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzenia powinny sig
znajdowaé w pomieszczeniu, w ktérym dokonuje si¢ sprawdzenia, co najmniej przez 8 godzin przed
rozpoczeeiem sprawdzania.

3. Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy:

1) usunaé py! z powierzchni soczewek okularu, obiektywu oraz powierzchni plytek odmeswma

2) usungé thuste plamy i naloty na powierzchniach optycznych za pomoca odpowiedniego
rozpuszczalnika.

Przebieg sprawdzania

§ 3. Sprawdzanie mikrointerferometru obejmuje nast¢pujace czynnosci:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzanie wykonania,
3) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.
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Ogledziny zewnetrzne

§ 4.1. Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié, czy:

§ 5.1.

1)  wyposazenie mikrointerferometru jest kompletne,

2) mikrointerferometr ma oznaczenia zgodne z wymaganiami § 9 ust. 1 i 2 przepiséw o mikro-
interferometrach,

3) na metalowych powierzchniach mikrointerferometru j wyposazenia nie ma rys, uszkodzen
i $ladéw korozji,

4)  szkla optyczne nie maja nalotéw, zadrapan, pecherzy i rozklejen utrudniajacych obserwacje,

5} powierzchnie ptytek odniesienia nie maja zadrapan i nie sa popekane,

6) kreski podzialek w okularze oraz na bebnach glowic mikromehyéznych i ich oznaczenia
liczbowe sg trwale, poprawne i czytelne,

7) ruchy przesuwnych i obrotowych czgsci i zespoléw sa plynne, bez wyczuwalnych luzéw
1zacied,

8) Sruby zaciskowe stolika, obsady okularu oraz oswietlenia dziataja poprawnie, umozliwiajac
latwe unieruchamianie czesci obrotowych i przesuwnych,

9) czgéci mikrointerferometru nie §q namagnesowane; czgsci wykazujace wlaciwosci magne-
tyczne nalezy odmagnesowacé.

Nalezy sprawdzié¢ poprawno$é dzialania mikrointerferometru, ustawiajac na jego stoliku pomia-

rowym plytke wzorcowa wymieniona w § 1 pkt 1 inie zakiadajac na obiektyw nasadki z plytka

odniesienia (mikrointerferometr dziata wéwczas Jjako mikroskop). Nalezy przy tym stwierdzié, czy:

1)  o$wietlenie pola widzenia jest prawidiowe (réwnomierne, z mozliwoscia regulacji jasnosci),

2) mozliwe jest uzyskanie ostrego obrazu sprawdzanej powierzchni przy wszystkich
kombinacjach zastosowanych obicktywéw i okularéw,

3) nie nastgpuje samoczynnie rozogniskowanie obrazu powierzchni i przesuwanie krzyza okularu
na skutek luzéw w ukladach.

. Przy réinej kombinacji obiektywéw i okularéw wchodzacych w sklad wyposazenia nalezy

sprawdzi¢ poprawno$¢ uzyskiwania prazkéw interferencyjnych na powierzchni pomiarowej ptytki
WwZzorcowej wymienionej w § 1 pkt 1 oraz stwierdzi¢, czy:

1)  mozliwe jest uzyskanie wyraznych i ostrych prazkéw iﬁterferencyjnych i ostrego obrazu
sprawdzanej powierzchni, g

2) urzadzenie ($ruby nastawcze i unieruchamiajace) przeznaczone do regulacji polozenia
plaszczyzny odniesienia (plytki odniesienia) dziata poprawnie, tj. czy istnicje mozliwosé
uzyskiwania zmiany szerokosci i pochylenia prazkéw interferencyjnych,

3) na skutek luzéw w ukladach nie nastgpuje samoczynne rozogniskowanie obrazu prazkow
interferencyjnych, jak réwniez zmiana ich szerokosci i kierunku.

Sprawdzanie wykonania

Sprawdzanie ogniskowania mikrointerferometru

Ogniskowanie mikrointerferometry nalezy sprawdzi¢ w catym zakresie przemieszczenia stolika za
pomoca kreskowego wzorca dhugosci okreslonego w § 1 pkt 2.

W czasie sprawdzania nalezy:

1) odczytaé wskazania glowicy mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania po uprzednim
ustawieniu mikrointerferometru (dzialajacego jako mikroskop) na ostry obraz dowolnej kreski
wzorca, widzianej w srodku pola widzenia okularu; glowica mikrometryczna stolika powinna
przy tym znajdowa¢ si¢ w polozeniu zerowym,

2} za pomoca glowicy mikrometrycznej stolika przemieécic wzorzee w drugie skrajne polozenie
i powtérnie nastawié¢ mikrointerferometr na ostry obraz kreski wzorca, widzianej w $rodku pola
widzenia okularu, po czym ponownie odczytaé wskazanie glowicy mikrometrycznej
mechanizmu ogniskowania.
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§ 6.1.

§ 7.1

§ 8.1.

- Rozogniskowanie mikrointerferometru  stanowi réznica otrzymanych wskazah glowicy

mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania.

Sprawdzenia ogniskowania mikrointerferometru nalezy dokonaé przy przemieszczeniu stolika
w dwoch kierunkach wzajemnie prostopadtych,

Sprawdzanie luzu martwego mikrometrycznego mechanizmu ogniskowania

W czasie sprawdzania nalezy:

1) na stoliku przyrzadu ustawié plytke wzorcowa wymieniona w § 1 pkt 1 i przez opuszczenie
obiektywu (bez natozonej plytki odniesienia) otrzymaé ostry obraz powierzchni pomiarowe;j tej
plytki, a nastepnie odczytaé wskazanie glowicy mikrometrycznej mechanizmu ogniskowania,

2) przesunaé obicktyw w dél, powodujac rozogniskowanie obrazu, uwazajac, aby nie dotknaé
powierzchni obserwowane;,

3) ponownie ustawié ostry obraz, podnoszac obiektyw za pomoca mikrometrycznego mechanizmu
ogniskowania; odczytaé wskazanie.

Roéinica wskazai glowicy mikrometrycznej, odczytanych przy dwéch kierunkach ruchu obiektywu,
stanowi luz martwy tej glowicy.

. Wyznaczenie luzu martwego gtowicy mikrometrycznej powinno byé dokonane przy najwiekszym

powigkszeniu mikrointerferometru.

Sprawdzanie powigkszenia obiektywu
oraz calkowitego powigkszenia mikrointerferometru

Powigkszenie obiektywu nalezy sprawdzié za pomoca kreskowego wzorca dlugo$ci wymienionego
w § 1 pkt 5, o dzialce elementarnej o wartosci e = 0,01 mm.

W czasie sprawdzania nalezy:

1) umiesci¢ na stoliku przyrzadu kreskowy wzorzec dlugodci i nastawi¢ ostry obraz jego
podziatki, a nastepnie $rodek krzyza okularu ustawié tak, aby kierunek jego przemieszczania
byt prostopadly do kresek wzorca,

2) zmierzyé za pomoca mikrometrycznego urzadzenia pomiarowego okularu odleglosé¢ A
(w milimetrach) odpowiadajaca wartoici réwnej » dziatkom elementarnym wzorca; liczba
dziatek elementarnych przy wyznaczaniu odleglosci 4 nie powinna by¢ mniejsza niz 5.

- Powigkszenie obiektywu ¥, oblicza si¢ wedhug wzoru:

Voo = 54 .

Calkowite powigkszenie mikrointerferometru ¥ oblicza sie wedlug wzoru;
V=V Vi,

gdzie ¥, ~ warto§é powigkszenia zastosowanego okularu, podana na jego obudowie.

. Powigkszenie obiektywu oraz calkowite powiekszenie mikrointerferometru (dla kazdego obiektywu)

nalezy sprawdzi¢ tylko w przypadku, gdy zastosowany okular ma mikrometryczne urzadzenie do
pomiaru przesunig¢ krzyza z nici pajeczych.

Sprawdzanie okularu

Sprawdzanie to ogranicza si¢ do sprawdzenia réwnomiernosci podziatki widzianej w polu widzenia
okularu (umieszczonej na nieruchomej piytce okularu) i podziatki na bebnie glowicy mikro-
metrycznej, zwigzanej z ruchoma plytka okularu z naniesionym na niej krzyzem i bisektorem.,
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§ 9.1.

§10.1.

§11.1.

W czasie sprawdzania nalezy:

1) za pomoca kreskowego wzorca dlugosci wymienionego w § 1 pkt5 poréwnaé okreslong
dhugo$é podzialki wzorca z podziatkami okularu w catym ich zakresie pomiarowym (przy tym
sprawdzaniu mikrointerferometr pracuje jako mikroskop),

2) wybrany odcinek wzorca zmierzy¢ w kilku punktach zakresu pomiarowego, przemieszczajac
wzorzec na stoliku pomiarowym mikrointerferometru, i okre§li¢é maksymalng réinicg
otrzymanych wskazan. :

. Sprawdzenia okularu zastosowanego w mikrointerferometrze nalezy dokonywa¢ tylko w przypadku,

gdy okular ma urzadzenie mikrometryczne do przesuwania krzyza z nici pajgczych w jego polu
widzenia.

Sprawdzanie jakosci plytki odniesienia
W czasie sprawdzania nalezy:
1) ustawié plytke odniesienia na stoliku mikrointerferometru dwupromieniowego i doprowadzié
do powstania obrazu interferencyjnego,

2) oceni¢, czy prazki interferencyjne sa prostoliniowe i czy nie ma widocznych defektéw
powierzchni sprawdzanej,

3) oceni¢ stan powierzchni plytki odniesienia podczas przesuwania i obracania tej plytki
wzgledem obiektywu zastosowanego mikrointerferometru dwupromieniowego.

. Jako§¢ plytki mozna réwniez sprawdzi¢ za pomoca mikrointerferometru wielopromieniowego,

oceniajac obraz interferencyjny uzyskany na powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej
wymienionej w § 1 pkt 1.

. Jako$é plytki odniesienia mozna uzna¢ za wystarczajaca, jesli defekty wykryte na jej powierzchni

nie obnizaja jakosci obrazu interferencyjnego uzyskanego na powierzchni plytki wzorcowe;.

Sprawdzanie jakosci obrazu interferencyjnego

W celu sprawdzenia jakosci obrazu interferencyjnego nalezy uzyskaé prazki interferencyjne (przez
przesuwanie obiektywu i pochylanie plytki odniesienia) na powierzchni pomiarowej plytki
wzorcowej wymienionej w § 1 pkt 1; odleglto$¢ migdzy prazkami obserwowana w polu widzenia
okularu powinna by¢ taka, jaka stosuje si¢ przy pomiarach chropowatosci.

. Po uzyskaniu obrazu interferencyjnego nalezy obserwowaé prazki interferencyjne, przy czym

sprawdzenia tego nalezy dokonaé¢ dla wszystkich powigkszefi mikrointerferometru (wszystkich
kombinacji obiektywéw i okulardw).

. Jako$é¢ obrazu interferencyjnego mozna uznaé za wystarczajaca, jezeli prazki interferencyjne w polu

widzenia s3 czarne, kontrastowe, a odlegtos¢ miedzy nimi jest jednakowa.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie kontrastowosci na koficach pola widzenia, przy czym obrzeze
o zmniejszonej kontrastowosci powinno si¢ znajdowaé poza obserwowanym odcinkiem
pomiarowym przyjetym do wyznaczania chropowatosci.

Sprawdzanie przemieszczenia prazkdw interferencyjnych
pod wplywem temperatury

Przemieszczenie prazkéw interferencyjnych pod wplywem temperatury nalezy sprawdzié
obserwujac obraz interferencyjny uzyskany na powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej
wymienionej w § 1 pkt 1.

. W czasie sprawdzenia nalezy:

1) mikrointerferometr wylaczy¢ na 30 minut,

2} wiaczyé i po uplywie 60 minut pokryé pozioma ni¢ pajgcza krzyza okularu z jednym z czarnych

prazkéw interferencyjnych usytuowanych poziomo w polu widzenia,

3) jezeli okular nie ma krzyza z nici pajeczych w polu widzenia, tak obracaé okular, az jeden
z przypadkowych charakterystycznych punktéw okularu (np. pylek) pokryje sig z jednym
z czarnych prazkéw interferencyjnych,
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§12.1.

§13.1.

§14.1.

4) po 15 minutach nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo przemieszczenie obserwowanego prazka
wzgledem nastawionej nici pajgczej krzyza.

- W razie wystapienia przemieszczenia nalezy okreflié wizualnie jego wartos¢é w stosunku do

odleglo$ci migdzy prazkami.
Wyznaczanle érednicy pola widzenia mikrointerferometru

Srednic¢ pola widzenia mikrointerferometru naleZy wyznaczy¢ dla kazdego obiektywu za pomoca
kreskowego wzorca dtugoéci wymienionego w § 1 pkt 5.

Po otrzymaniu ostrego obrazu kreskowego wzorca dhugosci ustawionego na stoliku przyrzadu
(dzialajacego jako mikroskop) nalezy obraz ten ustawié tak, aby o§ podziatki wzorca pokryla sig
z poziomym ramieniem krzyza okularu lub aby zajeta poziome polozenie na §rednicy pola widzenia.
Uzyskuje si¢ to przez obrét i przesunigcie stolika z wzorcem. Przy takim ustawieniu wzorca nalezy
wyznaczy¢ wartos¢ srednicy pola widzenia przez poréwnanie z podziatka wzorca kreskowego.

- Wartos¢ liniowego pola widzenia powinna by¢ wyznaczona przy co najmniej dwéch prostopadlych

polozeniach kreskowego wzorca diugosci.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie prostoliniowoéci prazkéw interferencyjnych

Prostoliniowos¢ prazkéw interferencyjnych nalezy sprawdzié na podstawie obrazu interferencyjnego
uzyskanego na dokladnie obrobionej powierzchni, np. na powierzchni pomiarowej plytki wzorcowe;j
okre$lonej w § 1 pkt 1.

. Sprawdzenia nalezy dokonaé dla wszystkich powiekszeh mikrointerferometru.
- Prazki oraz jedna z nici pajeczych krzyza okularu powinny byé ustawione poziomo w polu widzenia

mikrointerferometru.

. Zaleca si¢ dokonywanie sprawdzenia na podstawie prazka interferencyjnego zmajdujacego sig

w poblizu §rodka pola widzenia okularu.

- Odchylenie od prostoliniowosci prazka interferencyjnego m okresla sig jako najwieksze odchylenie

obserwowanego prazka interferencyjnego od prostoliniowosci w calym polu widzenia okularu,
przyjmujac za jednostke tego odchylenia odleglos¢ migdzy sasiednimi prazkami interferencyjnymi;
sposéb wyznaczenia odchylenia od prostoliniowosci prazka interferencyjnego pokazano na rysunku:

%
=
i
3

-4

Sprawdzanie powtarzalnosci ml_kroinferferometru

Sprawdzanie powtarzalnodci mikrointerferometru przy pomiarze parametru R polega na
wyznaczeniu jego odchylenia sredniego kwadratowego.

. Sprawdzenia nalezy dokona¢ kolejno dla kazdego obiektywu za pomoca kontrolnego wzorca

chropowatosci powierzchni wymienionego w § 1 pkt 4.
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3. W czasie sprawdzania powtarzalno$ci mikrointerferometru nalezy:

§15.

§16.1.

1) kontrolny wzorzec chropowatoéci powierzchni ustawié na stoliku mikrointerferometru i uzys-
kaé obraz interferencyjny wzorcowej nieréwnosci o zarysie tréjkatmym (lub prostokatnym)
wzorca jednokreskowego lub wielu wzorcowych nieréwnoséci wzorca wielokreskowego,

2) przyrzad wyregulowaé tak, aby prazki interferencyjne i jedna z nici pajgczych krzyza okularu
zaje¢ly polozenie poziome; przy tym ustawieniu odleglo$é miedzy prazkami powinna by¢ taka,
aby pozwalala na oszacowanie ugiecia prazka z dokladnoscia do 0,05 odleglosci migdzy
prazkami,

3) dokonaé pomiaru glebokosci nieréwnosei (w przypadku jednej nieréwnosci wzorcowej) lub
parametru R_ (w przypadku wzorca wielokreskowego), oszacowujac ugigcie prazka interferen-
cyjnego (znajdujacego si¢ w $rodku pola widzenia) w stosunku do nastawionej odleglosci
mi¢dzy prazkami,

4) glebokoéé nieréwnosci lub warto§é parametru R, nalezy zmierzy¢ co najmniej 10 razy (w tym
samym przekroju poprzecznym nieréwnosci wzorca), przy czym kazdorazowo nalezy nastawiaé
na nowo ostry obraz prazkow interferencyjnych,

5) Jezzll okular sprawdzanego mikrointerferometru ma mikromctryczne urzadzenie pomiarowe
Zwiazane z przesuwanym krzyzZem z nici pajgczych, wowczas pomiary nalezy przeprowadzné za
pomocg tego urzadzenia.

. Z otrzymanych wynikéw pomiaréw nalezy obliczy¢ odchylenie §rednie kwadratowe s,

charakteryzujace powtarzalno$¢ pomiaru parametru R, postugujac si¢ wzorem :
f % (Rm, — Ra)?
§= =1 ,
n-1

gdzie:
n - liczba pomiarow,

Rum, — glebokos¢ nieréwnosci lub wartos¢ parametru Rrrl odpow1ada_1qca i~temu pomlarow1 W pm,
R. - Srednia warto$é glebokosci lub parametru R, otrzymana w wyniku » = 10 pomiaréw.

Sprawdzanie filtrow interferencyjnych
Sprawdzanie filtru interferencyjnego polega na wyznaczeniu dlugosci fali w maksimum prze-

puszczania A tego filtru i poréwnaniu jej z wartoscia podana w danych technicznych
mikrointerferometru.

Wyznaczanie bledéw wskaza glowic mikrometrycznych stotlka

Bledy wskazan giowic mikrometrycznych stolika nalezy wyznaczy¢ za pomocg kreskowego wzorca

dhugosci wymienionego w § 1 pkt 2.

W czasie wyznaczania bledéw nalezy:

1) wzorzec umieéci¢ na stoliku mikrointerferometru tak, aby powierzchnia z podziatka byla
skierowana w strone obiektywu o mozliwie najwigkszym powigkszeniu (dziatajacego jako
mikroskop), i doprowadzi¢ do uzyskania ostrego obrazu powierzchni wzorca,

2) wzorzec przemiescié za pomoca sprawdzanej glowicy mikrometrycznej tak, aby jego kreski
byly prostopadte do kierunku przemieszczenia stolika,

3) sprawdzanie rozpocza¢ od ustawienia glowicy w polozeniu odpowiadajacym wskazaniu
zerowemu; srodek krzyza okularu nalezy pokry¢ z jedna z kresek podzialki wzorca,

4) jezeli sprawdzany przyrzad nie ma krzyza w okularze, wéwczas wzorzec ustawi¢ tak, aby jedna
z jego kresek pokrywata sig z obrzezem pola widzenia; przy tym ustawieniu wzorca ustawienie
sprawdzanej glowicy pomiarowej powinno odpowiada¢ wskazaniu zerowemu,

5) przemieszczajac stolik wraz z ustawionym na nim wzorcem, za pomocg sprawdzanej glowicy
mikrometrycznej pokry¢ kreske podziatki wzorca, odpowiadajaca zadanemu przemieszczeniu
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glowicy, ze $rodkiem krzyza lub obrzezem pola widzenia i przy tym ustawieniu odczytaé
wskazanie glowicy mikrometryczne;.
3. Roznica migdzy otrzymanym wskazaniem a dtugoécia zastosowanego odcinka wzorca stanowi blad
wskazania glowicy mikrometrycznej na sprawdzanym odcinku przemieszczania stolika.

4. Bledy wskazaf nalezy wyznaczyé dla obu glowic mikrometrycznych stolika, co najmniej w trzech
réwnomiernie roziozonych punktach zakresu pomiarowego tych glowic.

Zakres sprawdzania

§17. Sprawdzenia wykonane zgodnic z § 6-8, 11, 12, 15 i 16 moga byé pominigte przy kontrolach
metrologicznych innych niz zatwierdzanie typu.

Dokumentowanie wynikow sprawdzenia
§18. Wyniki sprawdzenia mikrointerferometru nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska
sprawdzania powinna zawiera¢ co najmniej:
1)  numer zgloszenia,
| 2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) typ przyrzadu i numer fabryczny,
4) oceng jakosci obrazu interferencyjnego,
5) odchylenie od prostoliniowosci prazkéw interferencyjnych,
6) odchylenie srednie kwadratowe wyrazajace powtarzalnogé mikrointerferometry,
7) nazwisko sprawdzajacego,
8) datg sprawdzenia.
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